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Aktivitaten

Wissenschaftliche Tagungen

einschlieBlich der Mitgliederversammlungen
DGE-Laborkurse
DGE-Arbeitskreise

Offizielle Publikationsorgane

European Journal of Cell Biology
Ultramicroscopy

Arbeitskreise der DGE

Focused Ion Beam (FIB)
Dreildnderarbeitskreis FIB

Hauptsprecher:

Marco Cantoni

EPFL SB CIME-GE

MXC 133 (Batiment MXC)
Station 12

CH-1015 Lausanne

Schweiz

Telefon: +41 (21) 69-34816
E-Mail: marco.cantoni@epfl.ch
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Dipl.-Ing. Michael Rogers
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Deutschland
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Griindung: Sept. 2005 in Davos als Drei-
landerarbeitskreis D, CH, A
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Energiefilterung und Elektronen-Energie-
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A-1040 Wien
E-Mail: stoeger@ustem.tuwien.ac.at

e Schweiz:
Prof. Dr. C. Hebert
EPFL Lausanne
Ch-1015 Lausanne
Switzerland
E-Mail: cecile.hebert@epfl.ch

¢ Deutschland:
Dr. M. Wollgarten
Institut fiir Technologie;
Bereich Solarenergieforschung
Helmbholtz-Zentrum Berlin fiir Materialien
und Energie GmbH
Hahn-Meitner-Platz 1
14109 Berlin
E-Mail: wollgarten@helmbholtz-berlin.de

Aktivititen: jahrliches Kolloquium

Priparation und Abbildung
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2. Sprecher:

Dr. Wiebke Mobius
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Aktivititen: Laborkurse, Symposium

Elektronenmikroskopische
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Aktivitdten: jahrliches Labormeeting

Hochauflosende Transmissions-Elektro-
nenmikroskopie (HRTEM)

Sprecher:

Prof. Dr. Michael Seibt

Universitédt Gottingen

IV. Physikalisches Institut
Friedrich-Hund-Platz 1
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Telefon: (0551) 39-4553

Telefax: (0551) 39-4560
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Dr. Tore Niermann

Technische Universitét Berlin

Institut fiir Optik und Atomare Physik
(Sekr. ER 1-1)

StraBe des 17. Juni 135

10623 Berlin

Telefon: (030) 314-21562

Telefax: (030) 314-27850

E-Mail: niermann@physik.tu-berlin.de
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Geschiiftsfithrung

Preise verliechen auf der
MC2013

Auf der MC2013 in Regensburg
sind neben dem Ernst-Ruska-Preis
(siehe gesonderten Bericht) der DGE
Forderpreis und der DGE Technik-
preis sowie erstmalig der Harald-
Rose-Lecture Award verliechen wor-
den.

Der DGE Technikpreis 2013 ging
an Herrn Stefan Diller aus Wiirzburg
fiir die Entwicklung von neuer, kom-

Stefan Diller, Trager des DGE Technik-
preises 2013

plexer Hardware und Software-Syste-
me, um "Nanoflights", d.h. virtuelle
Fliige um ein Objekt (z.B. ein Insekt)
herum, im Hochvakuum eines Raster-
Elektronenmikroskops zu erzeugen.
So kann die volle Schonheit dieser
Objekte dargestellt und visualisiert
werden.

Der DGE Forderpreis 2013 wurde
Dr. Roman Grothausmann fiir seine

Dissertation mit dem Titel "Untersu-
chung von Werkstoffen fiir die Kata-
lyse mittels Elektronentomographie"
zugedacht.

Prof. Dr. Peter Schattschneider, Trager
des Harald-Rose-Lecture Awards 2013

Prof. Dr. Peter Schattschneider
wurde mit dem Harald-Rose-Lecture
Award fiir seine theoretischen und ex-
perimentellen Arbeiten auf dem Ge-
biet des "Magnetic Chiral Dichroism
with Electrons " geehrt.

Reinhard Rachel und
Michael Lehmann
Bilder: Conventus

DGE-Studierenden-
Forderung

Der Vorstand der DGE hat im Nach-
gang zu seiner letzten Vorstandssit-
zung im November beschlossen, eine
finanzielle Forderung fiir Studierende
anzubieten, um interessierten, moti-
vierten Studierenden den Zugang zur

Elektronenmikroskopie zu ermogli-
chen oder zu erleichtern. Ausloser fiir
die Einrichtung dieser Forderung war
die Beobachtung, dass Elektronenmi-
kroskopie nicht mehr an allen Hoch-
schulen fiir die Studierenden-Ausbil-
dung zur Verfiigung steht und daher
dort auch nur selten fiir die Erstellung
von Abschlussarbeiten genutzt wird.
Die Forderung hat das Ziel, Studie-
renden die Nutzung von Elektronen-
mikroskopie an einer anderen Hoch-
schule oder Institution, im Rahmen
ihre Hochschul-Ausbildung (in der
Regel fiir die Erstellung von Abschluss-
arbeiten zum Bachelor/Master), zu
ermoglichen und damit wissenschaft-
lichen Nachwuchs friihzeitig fiir die
Elektronenmikroskopie zu qualifizie-
ren und zu begeistern. Dazu werden
pro Antragsteller (Studierende/r) ma-
ximal 2.500,- Euro, u.a. fiir Reise-
kosten, bewilligt. Es wird im Jahr
2014 insgesamt vier Ausschreibungs-
zeitraume geben, an deren Ende je-
weils ein Antragsteller eine Forderung
erhalten kann. Die genauen Bedin-
gungen der Forderung und die Anfor-
derungen an die Antragstellung sind
auf den Internetseiten der DGE ver-
zeichnet (http://www.dge-homepage.
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Geschéftsfuhrung

»DGE-Studierenden-Forderung*

der Deutschen Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie

Studierende, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind, kénnen bei der
Deutschen Gesellschaft fir Elektronenmikroskopie (DGE) eine Férderung
beantragen, um im Rahmen von Abschlussarbeiten ihres Studiums
Elektronenmikroskopie an Instituten durchzufiihren, die nicht am Studienort lokalisiert
sind. Die DGE bietet eine finanzielle Férderung an, die fir Reise-,
Unterbringungskosten und Sachmittel verwendet werden kann (siehe separate
Hinweise zu den Bedingungen der Férderung und der Form der Beantragung).

Antrédge konnen jederzeit an den Geschiftsfiihrer der DGE gerichtet werden:

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
Helmholtzstr. 20
01069 Dresden

E-Mail: T.Gemming (at) ifw-dresden.de

Der Vorstand entscheidet liber die eingegangen Antrage spatestens 4 Wochen

nach folgenden Stichtagen:

28.02.14
31.05.14
31.08.14
30.10.14

de). Die Ausschreibung der Forderung
ist zundchst auf das Jahr 2014 befri-
stet. Am Ende dieser Pilotphase sollen
die Ergebnisse bewertet werden, um
iiber eine Weiterfiihrung abzustim-
men. Als zusitzlichen Effekt der Aus-
schreibung dieser Forderung erwarten
wir eine bessere Sichtbarkeit der Elek-
tronenmikroskopie unter den Studie-
renden, die sich hoffentlich auch posi-
tiv fiir viele Elektronenmikroskopie-
Labore entwickeln wird. SchlieBen
mochte ich diesen kurzen Bericht mit
der Bitte um breite Streuung der In-
formationen iiber die neue Forderung
der DGE, gerne auch mit dem hier ab-
gebildeten Poster, das iiber die DGE-
Homepage abrufbar ist.

Michael Laue

Bedingungen der ,,DGE-
Studierenden-Forderung*¢

Gefordert werden Master (Di-
plom)-Studierende deutscher Univer-
sitdten/Fachhochschulen, die fiir ihre
Abschlussarbeit zu Laboraufenthalten
in externe Labore reisen miissen. Die
Mittel werden fiir die Begleichung
von Reise-/Unterbringungskosten und
Sachmittel (inkl. Nutzungsentgelte fiir
Mikroskope gemifl Richtlinien der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
http://www.dfg.de/formulare/55_04/
55_04_de.pdf) bewilligt (Nachweis
erforderlich). Die Maximalsumme der
Forderung betrdgt 2.500,- Euro pro

Antragsteller. Die Auszahlung erfolgt
nach Beleg und nach Eingang eines Be-
richts, der vom Antragsteller und dem
Betreuer unterzeichnet sein muss.
Der/die geforderte Antragsteller/in muss
DGE-Mitglied sein oder bei Bewilli-
gung des Antrages Mitglied werden.

Die Antrdge miissen folgende Infor-
mationen enthalten:

e Beschreibung der wissenschaftli-
chen Fragestellung (maximal 2 Text-
seiten DIN A4, Schrift 12 pt, Zeilen-
abstand 1.5, plus maximal eine Ab-
bildungsseite.

 Arbeitsprogramm (maximal eine
Seite DIN A4, Format s.0.)

¢ Finanzplan (maximal eine Seite DIN
A4, Format s.0.)
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Geschéftsfuhrung

* Stellungnahme des wissenschaftlichen Betreuers (Hei-
mat-Hochschule) und des Gast-Betreuers
¢ Lebenslauf des Antragstellers

Alle zum Stichtag eingegangenen vollstdndigen An-
trige werden von zwei Gutachtern begutachtet. Der Vor-
stand entscheidet spitestens 4 Wochen nach Abgabefrist.

Kriterien fiir die Begutachtung:

* Vollstindigkeit der Unterlagen und Einhaltung der
Vorgaben (Ausschlusskriterium)

* Die beantragten Arbeiten miissen den Einsatz elektro-
nenmikroskopischer Methoden umfassen, oder ihrer
Entwicklung dienen (Ausschlusskriterium)

¢ Der Finanzplan muss alle Kosten unter Einbeziehung
der beantragten Mittel erldutern. Beantragte Mittel
konnen Reise-/Unterbringungskosten sowie Sachmit-
tel wie z.B. Nutzungsentgelte fiir Mikroskope beinhal-
ten. (Ausschlusskriterium)

 Wissenschaftliche Relevanz und Originalitét der wis-
senschaftlichen Fragestellung (Ausschlusskriterium)

* Durchfiihrbarkeit des Arbeitsprogrammes wihrend der
anvisierten Zeit

e Qualitit der Darstellung
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Geschéftsfuhrung

Reisekostenzuschusse

Ausschreibung fur den
International Microscopy Congress IMC-18

in Prag

Die Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V. (DGE) fordert die
Teilnahme junger Wissenschaftler(innen) an der Tagung IMC-18 in Prag durch die
Vergabe von Zuschissen in H6he von bis zu 700,- EUR. Die DGE erwartet dafur die
Teilnahme an der Tagung mit einem wissenschaftlichen Beitrag und einen
Erfahrungsbericht zur Veroéffentlichung in den Mitteilungen der DGE.

Mitglieder der DGE oder Personen, die mit dem Forderantrag einen Aufnahmeantrag
in die DGE stellen, kdnnen Antrage stellen an den Geschaftsfuhrer:

Dr. Thomas Gemming

IFW Dresden

PF 27 01 16

01171 Dresden

E-Mail: gs (at) dge-homepage.de

Der Antrag soll enthalten:

- Anschreiben mit kurzer Darstellung der eigenen beruflichen und wissenschaftlichen
Situation

- Kopie des angemeldeten Beitrags

- Kurze Befurwortung des wissenschaftlichen Betreuers

Uber die Auswahl der Gefoérderten entscheidet der Vorstand der DGE.
Bevorzugt geférdert werden junge Wissenschatftlerinnen und Wissenschaftler

Bitte den eigenen Antrag und Abstract elektronisch einreichen,
die Kurzbefltirwortung des wiss. Betreuers elektronisch oder als Papierbrief.

Bewerbungsschluss ist der 15. April 2014
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Internationale Spitzenforschung mit dem Elektronenmikroskop:
Ernst-Ruska-Preis 2013

Die Deutsche Gesellschaft fiir Elek-
tronenmikroskopie (DGE) verleite im
Rahmen des Mikroskopie-Kongresses
»MC2013*“ (www.mc2013.de) den in-
ternational hochst angesehenen Ernst-
Ruska-Preis an Prof. Dr. Peter Nellist
(Oxford, GroBbritannien) und Prof.
Dr. Holger Stark (Géttingen, Deutsch-
land) fiir ihre herausragenden wissen-
schaftlichen Leistungen.

Stark erhielt den Preis fiir seine Ar-
beiten zur Strukturaufklirung von
biologischen Makromolekiilen. Mit
den Arbeiten konnte unser Wissen
iiber die Funktion solcher Molekiile
und iiber die Griinde fiir die Stabilitit
grofler Molekiilkomplexe wesentlich
erweitert werden.

Nellist wurde fiir seine Beitridge zur
dreidimensionalen Abbildung von nur
Nanometer-groflen Objekten mit Hilfe
der maB3geblich von ihm entwickelten
SCEM-Technik (scanning confocal
electron microscopy, konfokale Ra-
sterelektronenmikroskopie) ausge-
zeichnet.

Der Ernst-Ruska Preis ist benannt
nach dem Nobelpreistriger und Erfin-
der des Elektronenmikroskops, Prof.
Dr. Ernst August Friedrich Ruska. Er
wird von der Deutschen Gesellschaft
fiir Elektronenmikroskopie im zwei-
jahrigen Rhythmus fiir besonders her-
ausragende Leistungen auf dem Ge-
biet der Elektronenmikroskopie ver-
liehen.

Prof. Dr. Josef Zweck
(aus der Pressemitteilung der U
Regensburg, Bilder Conventus)

Josef Zweck (links) and Holder Stark (rechts)

Josef Zweck (links) und Peter Nellist (rechts)
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Ernst-Ruska-Preis
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Ernst-Ruska-Preis

Deutsche Gesellschatft flr Elektronenmikroskopie e.V.
(German Society for Electron Microscopy)

announces the

ERNST RUSKA PRIZE 2015

for outstanding achievements in the field of electron microscopy.

The Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie invites to propose candidates
for the Ernst-Ruska-Prize. The prize is awarded for work carried out by younger
scientists pioneering new capabilities of electron microscopy as a scientific technique
through innovative instrumentation or novel methods of basic and general interest.
Work carried out by pure application of existing techniques will not be considered.
The eligible work should not date back more than 7 years. It must be published or it
must be accepted for publication at the time of submission of the proposal.

The decision will be made by an independent committee. The Ernst-Ruska-Prize
consists of a certificate, a financial award, as well as the honor of giving an Ernst-
Ruska Distinguished Lecture at the Ceremony of Award. If a group of authors
receives the award, they will be awarded jointly. The ceremony will take place at the
Microscopy Conference 2015 in Géttingen, Germany, Sept. 6™- 11", 2015.

Proposals including appraisal of the achievement, reprints or preprints, and short CV
including list of publications of the authors should be received (on paper and CD) not
later than November 30™, 2014, addressed to

President of DGE

Dr. Michael Laue
Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin
GERMANY

E-mail: lauem (at) rki.de
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Wissenschaftliche Veranstaltungen

Conference Report for the
Microscopy Conference 2013
(MC 2013) in Regensburg,
Germany

The Microscopy Conference 2013 —
briefly MC2013 — was held in Regens-
burg from August 25 to 30, 2013, on
the Campus of the local University of
Regensburg, and was organized by 10
scientific societies from 11 European
countries, in alphabetical order: Aus-
tria, Croatia, Czech Republic, Ger-
many, Hungary, Italy, Serbia, Slove-
nia, Slovakia, Switzerland, and Tur-
key. Initially, it was planned to be ano-
ther "Dreildndertagung", the Micros-
copy meetings held every four years
since 1985, jointly organized by the
microscopy societies in Austria, Ger-
many, and Switzerland. But very early
in the preparation phase, the organi-
zers of the Regensburg meeting and
all societies involved realized a broad
interest in many countries and socie-
ties; therefore, they favored to have
another, larger microscopy conference
like the last one held in Graz, Austria,
in 2009, with participation of all mem-
ber societies of the Multinational Con-
gress on Microscopy (MCM), inclu-
ding for the first time Turkey as an as-
sociated member.

The meeting was co-organized by
all 10 microscopy societies and the
company Conventus as professional

Welcome reception on Sunday evening.

congress organizer; it attracted almost
1,200 delegates from 43 countries,
from all 5 continents. One novel fea-
ture of the conference was that the to-
pics were split into four (and not only
three) parallel sessions, with seven
symposia each: Materials Science;
Life Sciences; Instrumentation and
Methods; and Multimodal and Interdi-
sciplinary Microscopies. This concept
resulted in a higher diversification of
topics and more time for invited and
short talks, and more contributions in
general. In total, 711 scientific contri-
butions were presented, including

Conference chair and presidents or their representatives of participating microscopy so-
cieties (from left to right): Reinhard Rachel, Germany; Igor Weber, Croatia; Béla Pécz, Hun-
gary; Selma Yilmazer, Turkey; Pavel Hozak, Czech Republic; Amelia Montone, Italy; Dra-
gan Rajnovic, Serbia; Ferdinand Hofer, Austria; Josef Zweck, Germany; Markus Durren-

berger, Switzerland; Saso Sturm, Slovenia.

Plenary Talks and Price Lectures: the
Ernst-Ruska Price, and the Harald-
Rose Lecture. The conference inclu-
ded a large industrial exhibition with
representatives and specialists from
53 companies showing their latest
products, and it was accompanied by
an attractive social program to the high-
lights of the City of Regensburg: its
Old Town has the status of a UNESCO
World Heritage Site.

Following a relaxed Sunday night
welcome reception, the conference
was officially opened on Monday
morning by the Conference Chair,
Reinhard Rachel; the Vice Rector of
the local University, Milena Grifoni;
the Mayor of the City of Regensburg,
Joachim Wolbergs, and notes by the
President of the International Federa-
tion of the Microscopy Societies
(IFSM), Barry Carter, and by the
Secretary General of the European
Microscopy Society (EMS), Nick
Schryvers. Afterwards, the President
of the German Society for Electron
Microscopy (DGE), Josef Zweck,
handed over several awards: the
Ernst-Ruska Price, to Peter Nellist and
Holger Stark, for their outstanding
achievements in Electron Microsco-
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The Conference Chair, Reinhard Rachel, and the President of the Deutsche Gesellschaft

fur Elektronenmikroskopie, Josef Zweck

py; the Harald-Rose Lecture to Peter
Schattschneider; and the "DGE Tech-
nikpreis" to Stefan Diller.

The Plenary Talks comprised (some
of) the major trends in the microscopi-
cal sciences today: high-resolution
imaging and analytics, by Velimir
Radmilovic; materials science at the
nanoscale, by Erdmann Spiecker; 3D-
STEM and analytics in Biology, by
Richard Leapman; modern trends in
light microscopy, by Ernst Stelzer;
cryopreparation of bio-samples, by
Daniel Studer, and X-ray tomography,
by Gerd Schneider. Additional high-

lights of the morning sessions were
the Ernst-Ruska Price lectures, pre-
sented by Peter Nellist on 3D imaging
by confocal STEM, and by Holger
Stark on high-resolution 3D imaging of
bio-macromolecules. This list already
shows some of the trends of the
MC2013 conference and of microscopy
in general, nowadays: the third dimen-
sion, and high-resolution and analytics.

The focus of the scientific sessions
in Instrumentation and Methods was
into the improvement of technology
towards higher precision in analytics
and resolution, in all imaging modes

Barry Cater, President of the International Federation of the Microscopy Societies (IFSM)

(SEM, TEM, STEM, light microsco-
py), also in three dimensions. For life
sciences, there were numerous contri-
butions showing novel results in ap-
plications (like in plants and animals,
neurobiology, microbes, macromole-
cules), as well as improvements in ul-
trastructural or analytical methods,
e.g. by cryo-processing / cryo-micros-
copy / labeling, or by correlative
microscopy. The sessions in Materials
Science focused on improved me-
thods to in-depth understanding of all
kinds of high-tech materials, which al-
ways also includes improved highly
sophisticated sample preparation tech-
niques. The new session on Multimo-
dal and Interdisciplinary Microsco-
pies included contributions on a va-
riety of interdisciplinary topics, and
on novel 3D techniques, e.g. combi-
ning both Light and Electron Micros-
copy, by correlative microscopy with
all its different flavors and applicati-
ons. Two evening workshops attracted
the interest of specialists, with contri-
butions and open discussions in the
field of applications using dedicated
STEM modes, and in cryo-preparation
techniques in biology.

Several societies present on the
meeting used the conference for hol-
ding the General Assemblies of their
members, e.g. the DGE "Mitglieder-
versammlung", the EMS General As-
sembly, and the assemblies of the
MCM and the Italian Society, SISM.

Nick Schryvers, Secretary General of the
European Microscopy Society (EMS)
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As on previous meetings, the confe-
rence was complimented by the offici-
al Conference Dinner, held on Thurs-
day night, with handing over of the
Best Poster Awards (one for each ses-
sion, i.e. 28 awards), and of the Best
Image Contest "Art in Science". Se-
veral representatives took the opportu-
nity to announce the next microscopy
conferences: e.g. the 18th Internatio-
nal Microscopy Congress 2014 in Pra-
gue (CZ); the meetings in 2015 like
the next MCM meeting in Hungary,
and the next conference of the DGE in
Gottingen; the next European Micros-
copy Conference in 2016 in Lyon
(FR); and finally, in 2017, the next
meeting of the "Dreildndertagung"
Series in Lausanne (CH). Dinner,
music and dance made it possible to
enjoy and to talk in a relaxed atmos-
phere, not only about science. Finally,
the Farewell Party on Friday closed
this microscopy conference, againin a
very relaxed atmosphere.

Reinhard Rachel,
Universitdt Regensburg
Pictures by Conventus

Aussteller blicken auf die
MC2013 in Regensburg zuriick

In personlichen Gespréachen, unter
anderem mit dem Veranstalter, R. Ra-
chel, duBerten die Industrievertreter
an nahezu allen Stidnden der Hersteller
ihre hohe Zufriedenheit mit der Orga-
nisation der Tagung, insbesondere der

Industrieausstellung, und mit der Zu-
sammenarbeit mit der Fa. Conventus.
Die Hersteller duflerten dariiber hin-
aus, dass Tagungsteilnehmer, Kunden
bzw. Besucher die Stinde der Indu-
strie hervorragend erreichen konnten,
da sie sich in unmittelbarer Nihe zu
den Horsdlen befanden und das Ta-
gungsprogramm Freiraum fiir das
Aufsuchen der Ausstellung lie3. Dazu
war der gesamte Ablauf der Indu-
strieausstellung wéhrend des Kon-
gresses nahezu ideal - es herrscht all-
gemein hohe Zufriedenheit tiber den
Messeverlauf. - Spezifische Kri-
tikpunkte wurden vom Ausstellerbei-
rat gesammelt und schriftlich festge-
halten, um bei den zukiinftigen Tagun-
gen bereits im Vorfeld besser geplant
werden zu konnen.

Reinhard Rachel, Armin Feldhoff

Resonanz zur Tagung MC2013
in Regensburg, 25. - 30. August
2013

Auch 2013 wurden Studenteninnen
und Studenten, Doktorandinnen und
Doktoranden mit einem Reisekosten-
zuschuss von der DGE gefordert, dies-
mal zur Tagung MC2013 in Regens-
burg. 18 Antrdge konnten vom Ver-
stand der DGE genehmigt werden.
Bedingungen fiir den Zuschuss sind
u.a., dass die Geforderten einen eige-
nen Beitrag auf der Konferenz prisen-
tieren und danach einen kurzen Erfah-

Eine Impression aus der Industrieausstellung (Bild: Conventus)

rungsbericht verfassen. Diese oftmals
sehr personlichen Erfahrungen spie-
geln die manchmal unterschiedlichen
Sichtweisen auf den Verlauf und Er-
folg einer Konferenz wider. Im Fol-
genden sollen die Eindriicke der Ge-
forderten in Ausschnitten wiedergege-
ben werden:

"Meine erste Mikroskopietagung
hinterlédsst bei mir das sehr zufrieden-
stellende Gefiihl, die kurze Zeit sinn-
voll genutzt zu haben. Positiv iiber-
rascht hat mich die fast schon familié-
re Atmosphéire zwischen den Teilneh-
mern und auch den Ausstellern.

Durch die Vortrige, Gespréache und
Herstellerausstellungen konnte ich
mir ein personliches Bild von den ak-
tuellen Grenzen der Elektronenmikro-
skopie und den Anstrengungen diese
zu {liberwinden machen. Die Metho-
den und Fertigkeiten der Priasentieren-
den haben meinen Respekt und meine
Bewunderung verdient. Nicht selten
dachte ich mir nach einem Vortrag:
,,Das wiirde ich gerne einmal selbst so
machen!*

Insgesamt konnte ich auf der Ta-
gung viele Ideen sammeln und Aus-
blicke gewinnen, auf die ich in den
nichsten Jahre gespannt sein werde.
Gleichzeitig habe ich sehr viel auler-
halb meines eigenen Themas erfahren
und somit einen Uberblick iiber den
Stand der Forschung gewonnen.

Organisatorisch empfand ich die
zweil miindlichen Sessions nach den
Plenarvortrigen unterbrochen von der
Mittagspause und der tdglichen Po-
stersession sehr angenehm und da-
durch gut zu bewiltigen. Insbesonde-
re auch, dass die Themen nah beiein-
ander zusammengefasst wurden,
spricht fiir die Organisation. Auch bei
den Freizeitaktivititen, wie dem Con-
ference-Dinner, konnte ich mich in
lockerer Atmosphire mit Kollegen
austauschen.

Das Ausstellen der Poster iiber die
gesamte Woche brachte den Vorteil,
dass die einzelnen Sessions rdumlich
aufgelockert wurden, weil nicht alle
Leute nur an den prisentierenden Po-
stern standen, sondern sich auch ande-
re Poster vorab oder postum ange-
schaut haben. Dadurch war es moglich,
die Zeit der Sessions effektiver zu nut-
zen und gezielt Gespriche zu fiihren.

Durch die Gespriche und Kritik der
auf der Tagung anwesenden Experten
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bin ich nun in der Lage, meine Ergeb-
nisse noch besser zu prisentieren und
weiter auszuwerten. Ferner bekam ich
weitere Anregungen, die ich fortan
umzusetzen gedenke.

Etwas befremdlich fand ich hinge-
gen, dass die Prasentierenden zu eini-
gen Postern wihrend der Sessions
nicht auffindbar waren oder aber es
Poster gab, die den Inhalt von miindli-
chen Prisentationen identisch und von
den gleichen Autoren wiedergaben.
Dies war mir aus den vorhergehenden
DPG-Tagungen nicht geldufig.

Insgesamt freue ich mich, die Ta-
gung besucht zu haben und hoffe auf
der nichsten meine neusten Ergebnis-
se prisentieren zu diirfen." (Vitalij
Schmidt, U Miinster)

"First of all, I would like to ackno-
wledge the Deutsche Gesellschaft fiir
Elektronenmikroskopie (DGE) for the
generous offer of the conference travel
support. The conference has provided
a great platform not only for acquain-
ting oneself with the latest develop-
ment of electron microscopy but also
for meeting the best scientists and re-
searchers in various related fields. In
my opinion, this kind of experience is
of vital importance for the education
of a young scientist.

I found the plenary lectures in the
morning sessions particularly inte-
resting. The lecturers have presented
the most up-to-date progress of elec-
tron microscopy, the capability of the
current technology, the exciting bre-
akthroughs as well as the challenges
that we are facing right now.

The open topics session has given
us a peek into the future. With the
great insights of the speakers, we got a
clear picture of the future trends of el-
ectron microscopy, such as, from qua-
litative to quantitative analysis, deter-
mination of 3D material structures,
studying dynamics of various chemi-
cal and physical processes, low-volta-
ge and low-dimensional investigati-
ons and so on.

Since my research work is focused
on high-resolution imaging of metal-
oxide interfaces, I’ve spend most of
the time listing to lectures of quantita-
tive HRTEM, oxides, thin films and
sample preparation methods. The lec-
turers presented a lot of fascinating
ideas and details of their research
which are quite helpful for my own
work as well.

The poster session offered a good
opportunity to bounce off ideas, dis-
cuss each other’s results and of course,
connect with scientists and resear-
chers in this field.

To sum up, participating in the con-
ference has not only broadened but
also deepened my understanding of el-
ectron microscopy. And I am pretty
sure that this experience will be a sig-
nificant boost for my future research."
(Haoyuan Qi, U Ulm)

"[...] Auf der MC2013 in der scho-
nen Stadt Regensburg konnte ich da-
durch sehr viele interessante Vortrige
horen und neue Erkenntnisse gewin-
nen, die fiir meine eigene Doktorarbeit
sehr von Bedeutung sein werden. Be-
sonders informativ waren die neusten

Cressington Sputter & Carbon Coater,
Technoorg Linda lonenatzer fur REM,
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Ergebnisse von VEELS und in-situ
TEM Studien, sowie die Erkenntnisse
iiber Strahlenschdden. Auferdem
konnte ich die Tagung nutzen, um
neue internationale Kontakte zu kniip-
fen, alte Bekanntschaften zu pflegen
und aufschlussreiche Diskussionen zu
fiihren. Weiterhin war die Moglichkeit
mit den Austellern aus der Industrie in
Kontakt zu kommen sehr gewinnbrin-
gend. Auch wenn die Auswahl der
Vortrige vor allem in der Session Ma-
terials for Energy Technology nicht
optimal war und es kleine organisato-
rische Pannen von Conventus gab,
war die MC2013 fiir mich personlich
eine erfolgreiche Konferenz." (Alex-
ander Surrey, IFW Dresden)

"[...] Wie ich bereits in meiner Be-
werbung um die Bezuschussung er-
withnt habe, bin ich als Diplomand am
Laboratorium fiir Elektronenmikro-
skopie am Karlsruher Institut fiir
Technologie noch relativ neu in der
Welt der Forschung. Umso mehr hat
es mich gefreut, die ersten im Rahmen
meiner Diplomarbeit gewonnenen Er-
gebnisse einem groferen Publikum
prasentieren zu diirfen. Dass ich in der
MIM3 Poster Session sogar den Best
Poster Award gewinnen wiirde hitte
ich mir dabei nicht zu erhoffen ge-
wagt. An dieser Stelle mochte ich
mich auch zugleich bei der Jury be-
danken. Einziger Wermutstropfen bei
der Poster Session war, dass meine
Untersuchungen auf wenig Resonanz
stieBen und sich kaum die Gelegenheit

bot, sich iiber den Vergroberungspro-
zess von Nanopartikeln auszutau-
schen.

Insgesamt fand ich jedoch die Kon-
ferenz mehr als gelungen. Der Besuch
der zeitgleich abgehaltenen Sessions
zu den Themengebieten «Instrumen-
tation and Methods» (IM), «Life
Sciences» und «Materials Science»
war stets interessant und fordernd.
Obwohl die Beobachtung von Nano-
partikeln vor allem in den «Life Scien-
ces» diskutiert wurde - jedoch weni-
ger deren Reifeprozesse - waren fiir
mich die Vortridge des IM-Bereichs am
ergiebigsten. Neben wenigen inhalt-
lich und sprachlich schwachen Vortri-
gen stand eine lange Reihe sehr guter
Vortrige, deren Redner es gelang,
einen Zugang auch zu komplexen For-
schungsgebieten zu schaffen. Mir als
Diplomand imponierte vor Allem die
Fiille der Beitrdge und Poster. Bei
Letzteren gefiel mir die Moglichkeit,
sich direkt mit anderen Wissenschaft-
lern und deren Themen auszutauschen
und mit ihnen diskutieren zu kdnnen.

Interessant waren auch die Plenary
Lectures und Vortrige der Ernst-
Ruska Preistriager Prof. P. D. Nellist
und Prof. Dr. H. Stark. Sie lohnten das
friihe Aufstehen selbst nach den
abendlichen Feiern bei Zeiss, FEI und
dem Conference Dinner.

Zusammenfassend mochte ich
meine Erlebnisse beschreiben als
einen bunten Straufl von Einblicken in
die Materie und Anwendung der Elek-
tronenmikroskopie. Viele Kontakte

und Anregungen fiir meinen weiteren
Werdegang nehme ich mit und hoffe,
auch beim néchstjidhrigen Internatio-
nal Microscopy Congress in Prag wie-
der teilnehmen zu konnen. (Matthias
Faulhaber, KIT Karlsruhe)

"[...] auf der MC 2013 in Regens-
burg konnte ich andere Forscher aus
dem Bereich der Elektronenmikro-
skopie wieder treffen bzw. kennenler-
nen. Dies bot eine gute Moglichkeit
um iiber aktuelle Themen zu diskutie-
ren und Fragen beziiglich meiner eige-
nen Arbeit zu kldren. Durch meinen
Vortrag konnte ich meine Ergebnisse
einem breiten, internationalen Publi-
kum vorstellen. Ich danke der DGE
fiir die Forderung, die mir die Mog-
lichkeit gab an dieser Konferenz teil-
zunehmen!" (Anja Bonatto Minella,
IFW Dresden)

"Die Mikroskopie-Konferenz MC
2013 in Regensburg hat mir sehr gut
gefallen. Bei den ,,Plenary Lectures
fand ich die Vortrage von Holger Stark
und Ernst H. K. Stelzer am interessan-
testen. Die Daten die mittels Light-
Sheet-based Fluorescence Microsco-
py gewonnen wurden waren iiberaus
beeindruckend. Wihrend der Vor-
tragsreihen habe ich mich iiberwie-
gend in den Bereichen ,,Life Science*
und ,,Multimodal and Interdiscipli-
nary Microscopies‘ aufgehalten. Hier
sind mit vor allem die Vortrige von
Frau Karremann ,,Lights will guide
you*, Herrn Voigt ,,How to implement
a virtual correlative light and electron
microscope‘* und Herrn Rohde “Kine-
tic studies in streptococcal pathogene-
sis applying FESEM” im Gedéchtnis
geblieben.

Die Diskussionen, die wihrend der
Poster-Priasentationen  stattfanden,
waren meistens sehr aufschlussreich.
Da ich ein eigenes Poster vorgestellt
habe und ich mit vielen Leuten iiber
diese Poster diskutieren konnte, konn-
te ich neue Anregungen in Bezug auf
meine Forschungsarbeit gewinnen.
Vor allem im Hinblick auf methodi-
sche Aspekte konnte ich einiges dazu
lernen.

Ich habe am Workshop ,,Methods in
cryopreparation and- imaging* und an
vielen ,,Lunchtime lectures® der Fir-
men teilgenommen. Diese waren sehr
lehrreich, da hier die Grundlagen der
jeweiligen vorgestellten Methode er-
kléart wurden. Nach meinem personli-
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chen Empfinden ist in den allgemei-
nen Vortrigen die Erorterung der
Grundlagen und der verwendeten Me-
thoden oft zu kurz gekommen. Da ich
erst seit 1,5 Jahren im Bereich der
Elektronenmikroskopie arbeite, war
es daher manchmal etwas schwierig
zu folgen. Ich hitte mir noch mehr sol-
cher Lehrveranstaltungen gewiinscht.

Der Kongress war sehr gut organi-
siert und ich habe einige neue Leute
kennen gelernt. Demnach war der
Kongress eine gute Gelegenheit um
neue Kontakte in der Mikroskopie
Branche zu kniipfen und einen Ein-
blick in die Methodenvielfalt und Ein-
satzgebiete der Elektronenmikrosko-
pie zu gewinnen." (Christin Dittmann,
RKI Berlin)

"Regensburg ist eine schone Stadt
und hat sich als Tagungsort fiir die
MC2013 gut geeignet. Auch wenn die
Universitdt zunédchst etwas uniiber-
sichtlich wirkt, das Platzangebot fiir
samtliche Bereiche der Tagung war
gut gewihlt.

Positiv war die Poster-Session in der
Mensa, gut erreichbar und vor den Po-
stern war genug Platz um sich zu unter-
halten, zu diskutieren, oder sich die Po-
ster in Ruhe anzuschauen. Leider gab es
eine Aufteilung auf zwei Bereiche, die
rdumlich weit von einander getrennt
waren, was sich aber wahrscheinlich
aufgrund des Raumangebotes so nicht
vermeiden lie3. Das Spektrum an The-
men, die in den Postern behandelt
wurde, war sehr grof3 und man konnte
sich auch weit iiber seinen eigenen
Schwerpunkt hinaus sehr gut informie-
ren und andere Eindriicke gewinnen.

Interessant war auch wieder einmal
die Firmenausstellung, so dass man
einen guten Uberblick iiber aktuelle
Entwicklungen in der Forschung be-
kommen konnte. Auch die Vortrige
waren sehr informativ und durch die
parallelen unterschiedlichen Sitzun-
gen gab es auch immer genug Ab-
wechslung, um sich {iiber andere
Schwerpunkte genauer zu informie-
ren.

Weiterhin sehr positiv war auch die
Verpflegung. Zusitzlich zum guten
Mensaangebot auf dem Campus, gab
es auf der Tagung selber noch genii-
gend Moglichkeiten sich mit Kaffee
und Kleinigkeiten, sowie einem Mit-
tagessen, kostenlos zu verpflegen.

Das Konferenzdinner war sehr in-
teressant. Auch wenn die Bedienung
am Buffet sehr ungewohnlich war, am
Essen selber gab es nichts auszuset-
zen. Die Rdumlichkeiten in der Mensa
waren sehr grof3ziigig und die musika-
lische Unterhaltung war sehr ange-
nehm." (Dieter Hinderks, U Miinster)

"[...] Die MC2013 Konferenz in
Regensburg war fiir mich personlich
sehr erfolgreich. Die Konferenz hat
mir die Moglichkeit gegeben, in kur-
zer Zeit sehr viele interessante Vortri-
ge zu den neuesten Entwicklungen in
der Raster- und Transmissionselektro-
nenmikroskopie zu horen, in direkten
Kontakt mit den in der Mikroskopie
etablierten Firmen zu kommen, sowie
an aufschlussreichen Workshops teil-
zunehmen. Vor allem Vortrige und
Workshops zu verwandten Themen
meiner Doktorarbeit, wie beispiels-
weise die In situ-Transmissionselek-

tronenmikroskopie, die aberrations-
korrigierte Transmissionselektronen-
mikroskope, die (S)TEM Tomogra-
phie, STEM-, EELS- und Beugungs-
untersuchungen, die TEM Untersu-
chung von Keramiken, sowie diverse
Priparationsmethoden, waren fiir
mich von besonderem Interesse. Eini-
ge Vortrige und Workshops haben mir
neue TEM-Untersuchungs- und
Préaparationsmoglichkeiten sowie
Sichtweisen aufgezeigt, die ich
zukiinftig auch fiir meine Arbeit nut-
zen will. AuBBerdem konnte ich beson-
ders die Postersessions und die Konfe-
renzrahmenveranstaltungen dazu nut-
zen neue Kontakte zu Wissenschaft-
lern zu kniipfen und dabei liber meine
Arbeit und iiber verwandte Themen zu
diskutieren. [...]" (Merlin Miiller,
RWTH Aachen)

"[...] Es war fiir mich wieder ein-
mal interessant, die spannenden
Beitridge der anderen Konferenzteil-
nehmer zu sehen. Die Aufteilung in
vier verschiedene Postersessions
wurde der Fiille der Poster gerecht.
Die Zeit am Nachmittag zwischen den
Vortragsblocken konnte so &duBerst
sinnvoll genutzt werden. Man hatte
geniigend Zeit zum Betrachten, Lesen
und Diskutieren mit den Autoren,
ohne dass man sein eigenes Poster und
die Interessierten vernachldssigen
musste. Leider verkiirzte die DGE-
Vollversammlung meine mogliche
Diskussionszeit vor dem Poster. Es
wire mir lieber gewesen, diese erst
nach der Postersession besuchen zu
konnen.

Der Tagungsort war an der Univer-
sitidt zentral gelegen und durch den
OPNV gut zu erreichen. Leider waren
die Sile in ihrer GroBe nicht ausgewo-
gen. So war der H3 meist sehr gut be-
sucht und konnte nicht alle Zuhorer
aufnehmen. Das Audimax hingegen
war zu grof3, so dass sich die zahlrei-
chen Zuhorer verstreuten und man den
Eindruck eines leeren Auditoriums
hatte. Die Organisation und Technik
war hingegen sehr gut. Lediglich die
mitlaufende Uhr bei abgegebenen
Vortragen empfand ich als stérend.
Die Ausstellung der Industrie war sehr
gut strukturiert und tibersichtlich. Be-
dingt durch den Aufbau des zentralen
Gebédudes waren allerdings einige
Aussteller sehr abseits vom Haupt-
strom der Tagungsteilnehmer, die sich
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groBtenteils auf den Treppen aufhiel-
ten. Die Verpflegung zwischen den
Vortragen mit Kaffee, Gebidck und
einer leichten Mittagsmahlzeit war
sehr gut und abwechslungsreich. Man
bekam einen kleinen Einblick in die
kulinarische Vielfalt des bayrischen
Essens.

Positiv anzumerken ist der wesent-
lich groBere und lockere Aufbau der
Posterfldchen, so dass im Gegensatz
zur EMC2012 auch an nebeneinan-
derliegenden Postern mit mehreren
Leuten diskutiert werden konnte ohne
den anderen zu storen.

Alles in Allem war dies eine sehr
gut organisierte Konferenz mit inter-
essanten und spannenden Vortrigen
und Postern, die mir neue Ideen fiir die
weitere Forschung aufgezeigt haben.
Vielen Dank, dass Sie mir durch die fi-
nanzielle Unterstiitzung die Teilnah-
me an der Konferenz ermoglicht
haben." (Felix KieBling, TU Berlin)

"[...] auf dem MC2013 gab es viele
hochinteressante Beitrige. Diese Viel-
falt an kompakt préasentierten Ergeb-
nissen war eine hervorragende Mog-
lichkeit mich iiber die neuesten Ent-
wicklungen, Methoden und Ergebnis-
se im Bereich Elektronenholographie
zu informieren. Die Entwicklungen
der neuen FElektronenmikroskope
waren fiir mich [...] besonders inter-
essant. So hat Herr Krivanek von der
Bestimmung der Bindungszustinde
eines einzelnen Si Atoms in Graphen
mittels STEM/EELS im neuen NION
Mikroskop berichtet und Frau Kaiser
durch Cc und Cs Korrektoren bei nur

20 kV Beschleunigungsspannung eine
TEM Auflésung zwischen 0.1 und 0.2
nm erreicht. Unter den vielfiltigen
neuen Methoden war ich besonders
von der differentiellen Phasenkon-
trastmikroskopie von Herrn Zweck
beeindruckt. Hierbei erlaubt ein 4-
Quadranten Detektor die Auslenkung
eines STEM-Strahls zu messen, wel-
che durch elektrische Felder grofier
als 13 mV/nm verursacht wird. Neben
elektrischen Feldern in Solarzellen
lassen sich auf sub-Angstrom Skala
die elektrischen Felder zwischen den
Atomen bestimmen, wodurch die La-
dungsdichte bestimmt werden kann.

Von den Vortrigen und Postern zum
Thema Elektronenholographie profi-
tierte ich unmittelbar, da ich selbst mit
dieser Methode begonnen habe. So
habe ich im Vortrag von Herrn Leh-
mann gelernt, dass bei der Untersu-
chung einer pin-Solarzelle zusitzli-
cher Strom auftreten kann, der durch
die Erzeugung der Sekundirelektro-
nen in einer nahen Metallschicht zu-
stande kommt. Dariiber hinaus wurde
mir anhand des Posters von Herrn
Sturm klar, dass die bei der FIB
Préparation entstehende elektrisch in-
aktive Schicht durch Fermi Level Pin-
ning beschrieben werden kann.

Riickblickend habe ich vom EMC
stark  wissenschaftlich  profitiert.
Herzlichen Dank an die DGE fiir die
Unterstiitzung meiner Teilnahme!"
(Robert Imlau, ER-C Jiilich)

"[...] Die Tagung hat mir sehr gut
gefallen. Von der schonen Stadt Re-
gensburg, tiber die vielen interessan-

ten Vortrdage und Poster bis hin zu den
Firmen-Ausstellern konnte ich viele
hilfreiche Eindriicke sammeln. Be-
sonders positiv ist mir aufgefallen,
dass,im Gegensatz zur EMC2012, auf
ausreichenden Platz zwischen den Po-
sterstellwdnden geachtet wurde und
so ein Besuch an jedem Poster vollig
unproblematisch moglich war.
Schade war es, dass nicht alle Red-
ner in den ihnen zugeteilte Zeiten
Platz fiir Fragen und den Wechsel zwi-
schen den Rednern eingebaut haben.
Uberraschenderweise waren es, mei-
nem Empfinden nach, vor allem die
eingeladenen Redner, auf die dies zu-
traf. Auf diese Weise haben sich die
Redezeitiiberziechungen gelegentlich
derartig aufaddiert, dass ein Wechsel
zwischen den einzelnen Sessions lei-
der nicht immer sinnvoll moglich war
und ich daher einige fiir mich interes-
sante Vortrige verpasst habe.
Zusammenfassend ldsst sich sagen,
dass die Organisatoren mit Erfolg eine
Konferenz geschaffen haben, an der
ich mit groem Spal teilgenommen
habe." (Florian Genz, TU Berlin)

"[...] die MC 2013 war fiir mich
eine sehr positive Erfahrung. Begin-
nend mit dem Sonntagsempfang, auf
dem es direkt moglich war, alte und
neue Kontakte zu kniipfen und eine
erste Ubersicht iiber die Teilnehmer zu
erhalten. Die etwas ungliickliche Aku-
stik der Ansprache war schade fiir die
Organisatoren, hat der guten Stim-
mung aber keinen Schaden zugefiigt.

Die Moglichkeit, sich mit den ande-
ren Wissenschaftlern auszutauschen,
war fiir mich auch das Beste an der
Konferenz. Durch geniigend Luft im
Zeitrahmen und Zeit fiir die Poster
war viel Raum fiir Diskussionen und
gedankliche Ausfliige auch zu mir
fachfernerer Themenbereiche. Es gab
sehr viele gute und sehr interessante
Vortrdage und ich bin froh, dass ich
einen eigenen Vortrag dazu beisteuern
durfte, der hoffentlich Anklang finden
konnte.

Die Organisation der Vortrédge, Pau-
sen und des Austausches mit der Indu-
strie hat in meinen Augen sehr gut
funktioniert. Allerdings musste ich
mich manchmal wundern, warum be-
stimmte sehr gut besuchte Vortrige in
kleineren  Horsdlen — stattfanden,
withrend nur vereinzelt Leute einem
Vortrag im Audimax beiwohnten. Ich
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bin mir aber bewusst, wie schwer dies
im Vorhinein abzuschitzen ist.
Besonders positiv empfinde ich den
Austausch und Kontakt in der Ge-
meinschaft der Nutzer von Elektro-
nenmikroskopen. Es freut mich zu
sehen, dass wir eine starke Gemein-
schaft sind, die die unterschiedlich-
sten Themenbereiche behandeln und
sich trotzdem zu fruchtbaren wissen-
schaftlichen Gesprichen und zur ge-
selligen Runde an einen Tisch setzen
konnen. Auch auf der Mitgliederver-
sammlung der DGE empfand ich die-
ses sehr erfreuliche familidre Klima.
Die MC 2013 wird mir als eine run-
dum gelungene Konferenz an einem
schonen Standort in Deutschland im
Gedichtnis bleiben, die mich als Dok-
torand motiviert meinen Teil zu weite-
ren so gelungenen Wissensborsen bei
zu steuern." (Manuell Bornhofft,
RWTH Aachen und ER-C Jiilich)

"[...] Die MC 2013 empfand ich als
rundherum gelungene Konferenz. Sie
bot eine erstaunliche Dichte und Qua-
litdt an Beitrdgen. Sehr gut gefallen
haben mir bei dieser Konferenz die
»Plenary Lectures®. In Erinnerung ge-
blieben sind mir vor allem die Ruska-
Preistriger-Vortrige und die ,,Rose-
Lecture”. Besonders interessiert
haben mich die Sessions aus dem Be-
reich ,,Instrumentation and Methods*.
In der Session ,,HRTEM/STEM &
Diffraction® habe ich ein Poster iiber
einen Methodenvergleich von Dun-
kelfeld-Elektronenholographie und
Nanobeugung zur Messung mechani-
scher Spannungen in Transistorstruk-
turen prisentiert. Dabei hatte ich die
Moglichkeit, mich mit einem Kolle-
gen auszutauschen, der ebenfalls an
dieser Methode forscht. Er hat einen
sehr ausfiihrlichen Vortrag zur Mes-
sung elektrischer und mechanischer
Felder in Halbleiterstrukturen mittels
Elektronenholographie gehalten. Ein
weiterer Vortrag, der mich sehr beein-
druckte, befasste sich mit der Charak-
terisierung von Halbleitern mittels
Elektronenholographie bis in atomare
Dimensionen.

Mir ist aufgefallen, dass die Beitri-
ge aus dem Bereich ,,Instrumentation
and Methods* stets sehr gut besucht
waren. Ich deute dies als gesteigertes
Interesse vieler Mikroskopiker an
dem Verstindnis von Grundlagen und
Methodik. Das bestidrkt mich, auch

weiter in diesem Bereich zu forschen.
Neben der wissenschaftlichen Diskus-
sion habe ich die Abende der Konfe-
renz genutzt, um alte Freunde und
Kollegen wiederzusehen, die zu ande-
ren Instituten und Arbeitsgruppen ge-
wechselt sind. [...] (Jan Sickmann,
TU Dresden)

"Die Konferenz in Regensburg
(MC2013) war eine hervorragende
Plattform, um Kontakte mit Fachleu-
ten und aktuellen Forschungsthemen
zu kniipfen. Durch Diskussionen und
Gespriche mit anderen Doktoranden
konnte ich mein wissenschaftliches
Arbeiten erweitern und vertiefen.

Die Konferenz an sich war sehr gut
organisiert. Und besonders der Ort,
Regensburg, war mit vielen Sehens-
wiirdigkeiten einzigartig. Einzig die
Zuteilung der Postersession Ridume
waren weit getrennt. Und manche
Vortragsile waren nicht raumig genug
fiir die vielen Teilnehmer. Aber im
Groflen und Ganzen war die Konfe-
renz eine schone Abwechslung vom
Arbeitsalltag. Nochmal mochte ich
mich herzlich bedanken fiir die finan-
zielle Unterstiitzung zur Konferenz-
Teilnahme." (Jaec Bum Park, TU Ber-
lin)

"Zahlreiche internationale wissen-
schaftliche Beitrige aus aktuellen For-
schungsgebieten wurden in Form von
Vortriagen und Postern in verschiede-
nen Themengebiete sehr gut einge-
teilt, sodass man im Programmbheft
leicht die Veranstaltungen aussuchen
konnte, die mich interessiert. Es war
schon zu erfahren, wie weit die ande-
ren Institute mit ihren Forschungen

vorangekommen sind und woran sie
arbeiten. Die Inhalte der Beitrige
waren sehr interessant, sodass be-
stimmte Vortrdge gut besucht waren
und der Horsaal iiberfiillt war. Leider
hatten viele Zuhorer keine Sitzplitze,
sodass viele wihrend des Vortrages im
Horsaal stehen oder auf der Treppe sit-
zen mussten.

Bei der Poster Priisentation, in der
Pause bei den Kaffeestinde und auch
an den gut organisierten Kulturaben-
den (Welcome Party, Firmen Party,
Konferenz Dinner und Farewell
Party) hatte man geniigend Zeit, mit
Wissenschaftlern aus verschiedenen
Léandern und auch mit Firmenange-
stellten iiber die Forschungsarbeiten
technischer Gerite zu unterhalten und
zu diskutieren. Neue Kontakte zu in-
ternationalen Wissenschaftlern konnte
man dadurch schnell kniipfen, was
sehr wichtig ist, um Freundschaft zu
schliefen und auch um Kooperations-
partner fiir die Forschung zu finden.

Die Lage des Tagungsortes wurde
gut gewidhlt. Gute rdumliche Auftei-
lung der Universitidtsgebdude sorgte
dafiir, dass man die Horsédle und die
Geriteausstellungen der  Firmen
schnell erreichen konnte. Da die Bus-
verbindungen gut waren, konnte man
schnell die Stadt und das Hotel errei-
chen.

In der Mittagspause hat man so die
Moglichkeit gehabt, das Weltkulturer-
be Regensburgs zu besichtigen. Uber
den Getrénke- und Mittagessen-Servi-
ce wihrend der Tagung habe ich mich
sehr gefreut und habe ihn dankend an-
genommen.

Insgesamt war die Tagung sehr gut
durchgefiihrt und das Organisations-
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und Serviceteam waren immer nett
und freundlich." (Mi Young Park, U
Miinster)

"Dank der finanziellen Unterstiit-
zung durch die DGE wurde mir die
Teilnahme an der MC2013 ermoglicht
und ich konnte dort meine Ergebnisse
zum Thema ,,Spatially resolved EELS
of FeCr layers - an example for pro-
cessing TEM images with ImageJ*
auf einem Poster vorstellen.

Die diesjdhrige MC konnte wieder
mit einem breiten Spektrum an The-
men glinzen. Im Vergleich zur
MC2011 in Kiel fiel direkt auf, dass
das Programm eine zusitzliche, vierte
Vortragsreihe mit dem Titel ,,Multi-
modal and Interdisciplinary Micros-
copies aufwies. Mir bot diese Vor-
tragsreihe Einblicke in mir neue The-
menbereiche, wie z. B. in die Konfo-
kale Mikroskopie. Auch im Hinblick
auf die grofe Teilnehmerzahl war die
Erweiterung auf 4 Vortragsreihen von
Vorteil, da sich die Zuhorer auf mehr
Horsédle verteilten. Am Donnerstag
gab es in der Session ,,Open Topics*
jedoch ein paar so beliebte Vortrige,
dass neben den Sitzplitzen auch die
Treppen vollstindig belegt waren und
mach ein interessierter nicht mehr den
Vortrag bewohnen konnte. Dies zeigt
aber auch, dass die Organisatoren
gute Arbeit geleistet haben bei der
Auswahl der eingeladen Vortragen-
den.

Auch fiir die Planung der Ausstel-
lung mochte ich den Organisatoren
Lob aussprechen. Die Stiande waren so
platziert, dass man von den Hauptwe-
gen aus jeden Stand erblicken konnte.
Dadurch musste man gar nicht erst
zum Lageplan greifen um einen be-
stimmten Aussteller zu finden. Leider
war es aber nicht so einfach, die
Réume fiir die Prisentation der Poster
zu finden. So gab es zwar Schilder, die
den Weg wiesen, jedoch musste man
auch erst einmal die Schilder finden.
Dafiir war das Platzangebot in den
Réaumen sehr groBziigig und es konn-
te sich auch mal eine Traube vor
einem Poster bilden, ohne dass direkt
der Gang versperrt war. Leider waren
nicht alle Autoren der Poster wihrend
der ihnen zugewiesenen Session an-
wesend, weshalb man mit den Infor-
mationen auskommen musste, die auf
den Poster prisentiert wurden. Durch
die sehr groBe Anzahl von Postern

konnte man aber immer jemanden fin-
den, der sich gerne auf eine fiir beide
Seiten lehrreiche Diskussion einlief3.
Auch wihrend meiner eigenen Sessi-
on kam es viele interessante Diskus-
sionen und so konnte ich feststellen,
dass man bei einem kurzen Gesprich
meist mehr iiber ein spezielles Thema
erfihrt als bei einer langwierigen Lite-
raturrecherche.

Schon bei der MC2011 habe ich den
Organisatoren Lob fiir die sehr gute
Verpflegung ausgesprochen. Auch bei
der MC2013 war die Verpflegung wie-
der sehr gut. Ab 10 Uhr gab es durch-
gingig heilen Kaffee, mittags gab es
eine warme Mahlzeit und am Nachmit-
tag wurden wir mit Keksen und Kuchen
versorgt. Das war genau richtig, damit
man den ganzen Tag konzentriert den
spannenden Vortrigen folgen konnte.

Auch abseits der eigentlichen Ver-
anstaltung, nimlich bei den Partys von
FEI und Zeiss, wurde viel geboten. In
lockerer Atmosphire und bei lecke-
rem Essen ergaben sich viele Ge-
sprache, auch mal zu nicht wissen-
schaftlichen Themen. Es wurde aber
auch ausgiebig gefeiert, so war die
Tanzflache immer gut gefiillt und es
herrschte eine tolle Stimmung. Ahn-
lich verlief es auch beim Conference
Dinner. Die Tanzfldche fiillte sich
zwar etwas langsamer, was wahr-
scheinlich daran lag, dass die Band an-
fangs etwas ruhigerer Lieder spielte.
Leider war die Anordnung der Tische
nicht optimal. Durch die langen Tisch-
reihen war man eher geneigt an sei-
nem Platz zu bleiben, da man nicht so
leicht zu anderen Pldtzen kommt.
Kleinere Tischgruppen halte ich fiir
vorteilhafter. AuBerdem habe ich
Stehtische vermisst, wie es sie beim
Conference Dinner in Kiel gab. Dafiir
sorgte aber das Personal der Mensa fiir
gute Unterhaltung, da auf eine strick-
te Einhaltung der Fleisch-Beilagen-
Kombination Wert gelegt wurde:
Wollte man zum Braten Kartoffelgra-
tin nehmen, so wurde einem der Lof-
fel aus der Hand genommen und man
erhielt eine Belehrung, dass man zu
Braten nur Knddel nehmen konne.

AbschlieBend kann ich resiimieren,
dass sich fiir mich die Fahrt zur
MC2013 sehr gelohnt hat und ich
viele bereichernde Erfahrungen mit
nach Hause nehmen konnte." (Micha-
el Entrup, U Miinster)

"An erster Stelle mochte ich mich

bei der DGE fiir die finanzielle Unter-
stiitzung bedanken, die mir die Teil-
nahme an der MC 2013 ermdglicht
hat. GroB3es Lob gebiihrt den Organi-
satoren der Konferenz, denn meiner
Meinung nach, war sie ein voller Er-
folg. Besonders beeindruckte mich die
gewaltige Anzahl an Teilnehmern aus
iiber 60 verschiedenen Léndern. Diese
Zahlen belegen eindrucksvoll das in-
ternationale Interesse an dieser Konfe-
renz. Die Auswahl der Plenarvortrige
und Vortragsreihen war wieder au3er-
ordentlich gelungen. Besonders die
Vortriage im Themenbereich der Cor-
relative Light & Electron Microscopy
haben bei mir einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen. Trotz des umfang-
reichen Angebotes an Veranstaltun-
gen, blieb noch geniigend Zeit, um mit
den Vertretern der einzelnen Firmen
und anderen Wissenschaftlern ins Ge-
sprich zu kommen. An dieser Stelle
sei die, aus meiner Sicht, sehr gelun-
gene Organisation der Poster-Prisen-
tationen zu erwihnen. Da die Présen-
tationen von 14:00 bis 15:30 Uhr an-
gesetzt wurden, waren diese auch
immer zahlreich besucht. Zudem war
der Présentationsbereich sehr grof3zii-
gig gewihlt, so dass man bequem alle
Poster erreichen konnte. Des Weiteren
mochte ich auch die Versammlung der
DGE und der EMS erwiéhnen. Hier
konnte man miterleben, wie aktiv und
lebendig beide Gesellschaften sind.
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass die Teilnahme an der MC 2013
eine grofe Bereicherung war und ist.
Mit dem Blick zuriick auf die MC
2013 erwarte ich gespannt die IMC
2014 in Prag, um auch dort meine Er-
gebnisse prisentieren zu konnen."
(Sebastian Tacke, U Miinster)

zusammengestellt von
Michael Lehmann, TU Berlin
Bilder: Conventus

Die Royal Microscopical Society
begeht ihr 175jidhriges Jubildum

Als Griindung der Gesellschaft gilt
die Zusammenkunft von 17 Gentle-
men - darunter Joseph Jackson Lister,
der Entwickler der ersten achromati-
schen Verbundlinsen - am Londoner
Wellclose Square am 3. September
1839. Anlass war, ,,in Erwédgung zu
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ziehen, eine Gesellschaft zu griinden,
welche sowohl mikroskopische Un-
tersuchungen als auch den Einsatz und
die Weiterentwicklung des Mikro-
skops als wissenschaftliches Instru-
ment fordert. “ Nach Diskussion des
Erwogenen beschloss die Gruppe,
eine Gesellschaft einzurichten, und
ein kommissarisches Komitee wurde
eingesetzt, dies zu bewerkstelligen.

Die Begriindung fiir die Notwen-
digkeit einer Gesellschaft fingt den
Hauch der damaligen Gepflogenhei-
ten ein: ,,In den vergangenen Jahren
haben die hauptstddtischen Mikrosko-
piker die Gewohnheit angenommen,
sich gelegentlich ihren Wohnhéusern
zu treffen, um das Auflosungsvermo-
gen und andere Eigenschaften ver-
schiedener Mikroskope zu verglei-
chen.” Im Weiteren wird angefiihrt,
dass die steigende Zahl von ,,Mikro-
skopieliebhabern®  eine dauerhafte
Adresse erforderlich mache, an der
diese sich alle treffen konnen, um ,,die
Wissenschaft der Mikroskopie voran-
zubringen*. SchlieBlich wurde die
Microscopical Society of London ge-
griindet.

Bei deren ersten Sitzung hatte Pro-
fessor Richard Owen den Vorsitz, und
er wurde zum ersten Vorsitzenden ge-
withlt. Die vierzig Teilnehmer schrie-
ben ihre Namen handschriftlich in ein
groBes ledergebundenes Buch, in wel-
ches bis heute die Ehrenmitglieder der
Gesellschaft eingetragen werden. Er-
stes Ehrenmitglied wurde im Jahre
1840 Christian Gottfried Ehrenberg,
der zusammen mit Gustav Rose die
zweite Expedition Alexander von
Humboldts, zum Ural, dem Altai und
dem kaspischen Meere begleitet hatte.

Im Jahre 1841, also zwei Jahre nach
Griindung der Gesellschaft, verdffent-
lichten die Mitglieder ihre Ergebnisse
in The Microscopic Journal. The
Transactions of the Microscopical So-
ciety of London erschien erstmals im
Jahre 1844.

Die Mitgliederschaft der Gesell-
schaft wuchs, und im Jahre 1866 ver-
kiindete der Vorsitzende Dr. James
Glaisher den Mitgliedern, die Ent-
scheidung des Gesellschaftsrates, eine
Konigliche Satzung zu beantragen,
um die Gesellschaft als Korperschaft
des offentlichen Rechts zu etablieren
und ihre Mitglieder, fiir den Fall einer
Verschuldung der Gesellschaft, vor
einer Haftung zu schiitzen. Am 1. No-

vember desselben Jahres wurde die
Gesellschaft informiert, dass ihrem
Antrag stattgegeben wurde und sie
fortan die Royal Microscopical So-
ciety (RMS) sei.

Daraufhin wiinschte die Gesell-
schaft mehr Einfluss auf ihre Publika-
tionstitigkeiten und der erste Band
des Monatsheftes The Monthly
Microscopical Journal erschien. Im
Jahre 1877 wurde diese Reihe durch
das Journal of the Royal Microscopi-
cal Society ersetzt, und 1969 wurde
daraus das Journal of Microscopy.
Seit 1966 werden die Proceedings of
the Society verlegt, welche seit dem
Jahr 2006 unter dem Namen infocus
magazine erscheinen.

Einige Wendepunkte in der ge-
schichtlichen Entwicklung seien her-
vorgehoben: Gegriindet wurde sie als,
durch Listers Forschung zu Linsensy-
stemen, das Mikroskop zum ernsthaf-
ten wissenschaftlichen Instrument
wurde. Vierzig Jahre spiter wurde die
Optik der Linsensysteme und ihrer
Aberrationen erstmals durch Ernst
Abbe beschrieben, der im Jahre 1878
Ehrenmitglied wurde. Die Mitglieder-
zahl stieg und das Journal wurde eta-
bliert. Nach Jahren der Stagnation
wurden in den 1960er Jahren speziali-
sierte Sektionen eingerichtet und der
Gesellschaftssitz nach Oxford verla-
gert. SchlieBlich gelang es, einen vik-
torianischen Londoner Club in eine
international aktive Gesellschaft mit
einem Umsatz von mehr als 1 Million
britischer Pfund zu transformieren.
Die Elektronenmikroskopie hat die
Entwicklung von asphérischen Ver-
bundlinsensystemen erlebt, die die
Korrektur von sphirischer und chro-
matischer Aberrationen erlauben, was
mafgeblich auf der Forschung von
Harald Rose fuf}t, der im Jahre 2008
Ehrenmitglied wurde.

Der zugrundeliegende englisch-
sprachige Text wurde freundlicher-
weise von William Dawkins (RMS)
zur Verfiigung gestellt. Weitere Infos
finden sich auf der Webseite der Ge-
sellschaft  http://www.rms.org.uk/.
Auf einige Veranstaltungen im Ju-
biliumsjahr weist der Tagungskalen-
der in diesem Heft der Elektronenmi-
kroskopie hin. Es bleibt zu gratulieren
fiir die stetige Weiterentwicklung der
Royal Microscopical Society tiber 175
Jahre hinweg mit hochwertigen Fach-
zeitschriften und Buchserien sowie

Fachveranstaltungen, die weit {iber

den Mitgliederkreis hinaus geschitzt
werden.

Armin Feldhoff,

U Hannover

Verleihung des Heinz- Bethge —
Nachwuchspreises

Am 14. November 2013 wurde in
Halle (Saale) der diesjidhrige Bethge-
Nachwuchspreis an Dr. Vadim Migu-
nov aus der Russischen Foderation
verliehen. Dr. Migunov hat an der
Universitdt Duisburg-Essen an der
Fakultit fiir Physik eine Doktorarbeit
zum Thema ,,Elastic properties and el-
ectron transport in InAs nanowires*
angefertigt und erfolgreich verteidigt.

Die Auszeichnung wurde ihm fiir
seine herausragenden experimentellen
Beitrdge zur Mikrostrukturaufkldrung
mittels mikroskopischer Techniken zu-
erkannt. Sie ist mit der Ubergabe eines
Bethge-Wiirfels und eines Preisgeldes
von 500 € verbunden. Die Verleihung
des Heinz-Bethge-Nachwuchspreises
erfolgt nach europaweiter Ausschrei-
bung jahrlich zur Jahresversammlung
der Heinz-Bethge-Stiftung.

Andreas Graff,
Fraunhofer Institut, Halle

Dr. Vadim Migunov bei der Preisverleihung

PICO 2013

PICO 2013, the second Conference
on Frontiers of Aberration Corrected
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Fig. 1: PICO 2013 delegates at Kasteel Vaalsbroek; image courtesy of Gabriele WaRenhoven.

Fig. 2: David Smith and Owen Saxton listening to pre-conference dinner speeches and pa-
ging through red books prepared on the occasion of their 65th birthdays; image courtesy

of Gabriele WalRenhoven.

Electron Microscopy, took place at
Kasteel Vaalsbroek between the 9th
and the 12th of October 2013. The
meeting was very well attended with
more than 125 delegates including
company representatives and a good
number of international colleagues.
PICO 2013 organisers put together an
oral programme of 33 scientific key-
note lectures. About the same number
of contributions was scheduled for po-
ster presentations.

The event, which was jointly orga-
nised by the Ernst Ruska-Centre in Jii-
lich and the Triebenberg Laboratory in

Dresden, was supported by the Jiilich
Research Centre, FEI Company,
CEOS GmbH, Gatan GmbH, DENS-
solutions, EA Fischione Instruments,
Nion Inc, NanoMEGAS and HREM
Research Inc.

The scientific programme of PICO
2013 contained a wide range of excel-
lent oral and poster presentations fo-
cusing on recent advances in methods
and applications for the study of struc-
tural and electronic properties of so-
lids by the application of advanced el-
ectron microscopy techniques. Topi-
cal issues of aberration corrected elec-

tron microscopy research were high-
lighted in keynote presentations given
by leading invited experts.

Speakers included Wolfgang Bau-
meister (Martinsried), Chris Boo-
throyd (Jilich), Christian Colliex
(Paris), Ulrich Dahmen (Berkeley
(US)), Rafal Dunin-Borkowski (Jii-
lich), Michael Fiddy (Charlotte), Ha-
mish Fraser (Columbus), Bert Freitag
(Eindhoven), Max Haider (Heidel-
berg), Archie Howie (Cambridge),
Martin Hytch (Toulouse), Kazuo Ishi-
zuka (Higashimatsuyama), Wolfgang
Jager (Kiel), Chunlin Jia (Jiilich), Ute
Kaiser (Ulm), Angus Kirkland (Ox-
ford), Ondrej Krivanek (Kirkland),
Hannes Lichte (Dresden), Laurie
Marks (Evanston), Joachim Mayer
(Aachen), Molly McCartney (Tempe),
John Rodenburg (Sheffield), Harald
Rose (Ulm), Frances Ross (Yorktown
Heights), Owen Saxton (Cambridge),
Robert Sinclair (Stanford), David
Smith (Tempe), John Spence (Tempe),
Andreas Thust (Jiilich), Knut Urban
(Jilich), Dirk Van Dyck (Antwerp),
Thomas Walther (Sheffield) and Ma-
sashi Watanabe (Lehigh).

One of the highlights of the meeting
were two symposia held to honour the
scientific careers of David Smith and
Owen Saxton who, both, have cele-
brated their 65th birthdays during the
meeting. Superb dinner speeches were
given by Archie Howie, John Roden-
burg, Robert Sinclair and John Spen-
ce. PICO 2013 organisers are grateful
to all those who shared their scientific
results and contributed to the lively at-
mosphere of the sessions as well as the
social events.

The conference website is at
www.er-c.org/pico2013. Conference
proceedings have been published in as
Volume 134 (2013) in a special issue
of Ultramicroscopy. PICO 2015
(www.er-c.org/pico2015) is scheduled
to take place again in Kasteel Vaals-
broek and will be held from the 19th to
the 23rd April 2015.

Dr. Karsten Tillmann, ER-C Jiilich
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Redefining the Boundaries of
Conventional Materials Research

Accurately create and characterize devices at the nanoscale

FEI's Helios NanoLab™ 660 DualBeam™
SEM/FIB characterizes samples at the
nanoscale with clearest contrast, even
when they are beam sensitive or non-
conductive, and delivers the fastest,
most accurate milling and deposition
for prototyping and sample preparation
applications.

Learn more at FEl.com/Helios-660

* Reveal the finest detail: Rapid access

to sub-nanometer detail, even from
difficult materials.

Fast, accurate fabrication: Create
complex functional 3D prototype
devices in the shortest amount of time.

Increase productivity: Prepare the
highest quality ultra-thin samples for
HR S/TEM or atom probe.

SFEI



DGE-Arbeitskreise

Damit das Auge sieht, was
es nicht sieht!

Bericht zum 2. elektronenmikro-
skopischen Basiskurs des Arbeits-
kreises PANOS in Dresden

Die Probenpriparation ist in der bio-
medizinischen Elektronenmikrosko-
pie von herausragender Bedeutung.
SchlieBlich konnen zelluldre Details
mittels Transmissions- und Raster-
elektronenmikroskopie nur dann sicht-
bar gemacht werden, wenn Strukturen
wihrend der Fixierung erhalten wer-
den konnen. Diesem Umstand will
der Basiskurs Elektronenmikroskopie
Rechnung tragen, der im letzten Jahr
am Zentrum fiir Regenerative Thera-
pien Dresden (CRTD) vom 23.-
25.9.2013 stattfand. Zum zweiten Mal
konnten sich TeilnehmerInnen mit der
biologischen Probenpriparation und
Abbildung vertraut machen. Dabei
wurde das Programm im Vergleich
zum Vorjahr um die Rasterelektronen-

mikroskopie erweitert. So konnten
die TeilnehmerInnen praktische Er-
fahrungen mit der chemischen Fixier-
ing, der Postfixierung und der Einbet-
tung der Proben sammeln. Weiterhin
stand natiirlich die Ultramikrotomie
fiir das TEM auf dem Programm. Hier
konnten wichtige erste Erfahrungen
gesammelt und viele, viele Fragen be-
antwortet werden. Weiterhin konnten
sich die TeilnehmerInnen mit der Be-
filmung von Grids, mit der Schnitt-
kontrastierung und der Dateninterpre-
tation am EM vertraut machen. Auch
die Aufarbeitung von biologischem
Material fiir das SEM (Fixierung,
Trocknung, Beschichtung) wurde
praktisch angegangen. Ergiinzt wurde
das Programm mit einer “Einfiihrung
in die bio-medizinische Transmissi-
ons- und Rasterelektronenmikrosko-
pie” (T. Miiller-Reichert/Thomas
Kurth), und mit zwei weiteren Vortra-
gen zu den Themen “Kryopriparation
und 3D-Methoden fiir die Zellbiolo-
gie” (T. Miiller-Reichert) und “Tech-
niken fiir die subzelluldre Lokalisati-
on” (Wiebke Mobius). Weiterfiihren-
de Themen konnten so im Rahmen des

Einfuhrende Erlauterungen zur Probenpréparation fir die Rasterelektronenmikroskopie

von Thomas Kurth

Basiskurses zumindest angerissen
werden. An dieser Stelle einen herzli-
chen Dank an das gesamte ‘Team
Dresden’ fiir diesen wieder sehr gelun-
genen Basiskurs und die vielen
Miihen der Vorbereitung!

Wie bereits auf der letzten PANOS-
Jahrestagung in Heidelberg angekiin-
digt,ist es Ziel des Arbeitskreises, den
Basiskurs nun jihrlich in einem EM-
Labor innerhalb Deutschlands anzu-
bieten. Die Ausbildung der ‘néchsten
EM-Generation’ liegt im ureigensten
Interesse der Deutschen Gesellschaft
fir Elektronenmikroskopie (DGE)
und natiirlich auch im Interesse unse-
res Arbeitskreises PANOS. Thomas
Kurth (CRTD) und Gerd Hause (Uni
Halle) haben sich bereit erklirt,
zukiinftig die Koordination des Basis-
kurses zu iibernehmen. Kurstermin-
und Ort werden dann jeweils auf der
PANOS-Jahrestagung bekanntgege-
ben.

Zu den weiteren PANOS-Aktivititen
ist schon jetzt zu sagen, dass das nich-
ste Jahrestreffen in Ulm stattfinden
wird (3./4. April). Dieses Treffen wird
von Paul Walther vorbereitet und
durchgefiihrt. Schwerpunkt des Vor-
mittagsprogramms wird das Thema
Rasterelektronenmikroskopie  sein.
Am Nachmittag wird es dann in ge-
wohnter Weise eine Reihe von Kurz-
vortrdgen geben. Besonders Studen-
ten sind dazu eingeladen, Ergebnisse,
methodische Ansitze, aber auch expe-
rimentelle Schwierigkeiten den Teil-
nehmern der Tagung vorzustellen. In
Zukunft werden die Informationen zur
Jahrestagung tiber eine ‘PANOS mai-
ling list’ verschickt. Interessierte wer-
den daher gebeten, sich iiber folgende
Adresse zu registrieren:
https://listserv.gwdg.de/mailman/listi
nfo/panos-list.

PD Dr. Thomas Miiller-Reichert,
Dresden
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DGE-Arbeitskreise

Richtigstellung

In der letzten Ausgabe 36 der Elek-
tronenmikroskopie ist der Redaktion
leider ein Fehler bei den Abbildungen
zu Berichten der Arbeitskreise FIB
und EMED unterlaufen. Wir bitten
dies zu entschuldigen. Hier sind die
richtigen Abbildungen zu den beiden

Arbeitskreistreffen:
Ankiindigung EELS &
EFTEM AK Workshop Teilnehmer des 11. AK EMED Labormeetings 2013 vor dem Schloss Rauischholzhausen
2014 in Graz Aufnahme: Susanne Schmid & Christine Forster, Uni GielRen

Der nichste AK EELS & EFTEM
Workshop wird in Graz in der Zeit
vom 23. bis 25. April 2014 durchge-
fiihrt werden. Dieser wird - nicht zu-
letzt zum Zwecke der organisatori-
schen Vereinfachung - gemeinsam mit
dem ESTEEM?2 Workshop "spatially
resolved electron spectroscopy", der
anndhernd im gleichen Zeitrahmen
ansteht, abgehalten. Weitere Details
finden Sie zum gegebenen Zeitpunkt
unter "www.felmi-zfe.at".

FIB Workshop 2013 bei ams AG in Unterpremstétten bei Graz, Osterreich
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Laborkurse

Teilnehmer und Betreuer der Erlanger TEM-Schule 2013

Erlanger TEM-Schule 2013

Vom 11.-14. November 2013 fand
nun bereits zum 4. Mal die vom Cen-
ter for Nanoanalysis and Electron
Microscopy (CENEM) organisierte
Erlanger TEM-Schule statt. 16 Teil-
nehmer aus dem In- und Ausland er-
hielten die Moglichkeit, sich vier Tage
lang intensiv mit den vielseitigen Me-
thoden der Transmissionselektronen-
mikroskopie und ihren Anwendungen
in der Materialforschung auseinander-
zusetzten.

Nach einer Vorlesung iiber die
Grundlagen der Elektronenbeugung
und der konventionellen TEM sowie
geritetechnische Aspekte ging es
gleich am ersten Tag auch schon in die
Labore, wo sich die Teilnehmer in klei-
nen Gruppen zunidchst mit den unter-
schiedlichen Verfahren der Proben-
préiparation beschiftigten. Neben der
mechanischen Priparation von Volu-
menproben wurden auch fortgeschrit-
tene Methoden, wie die Ultramikroto-
mie und die FIB-Methodik, genauer
behandelt. In den folgenden Ubungen
konnten sich die Teilnehmer an zwei
Mikroskopen (CM30, CM300) des
CENEM mit den grundlegenden Tech-
niken der Elektronenbeugung und der
konventionellen TEM vertraut ma-
chen. Nach kurzer Eingewohnung
trauten sich schlieBlich alle Teilneh-
mer, unter Anleitung auch selber Auf-
gaben an den Geriten durchzufiihren.

Das theoretische Programm wurde
durch zwei weitere Vorlesungen zur
hochauflésenden und analytischem
TEM erginzt, wobei auch fortgeschrit-
tene Aspekte, wie die aberrationskorri-
gierte HRTEM und die Elektronento-
mographie adressiert wurden. Ein High-
light fiir alle Teilnehmer waren die bei-
den praktischen Ubungen am aber-
rationskorrigierten Titan? 80-300, bei
denen neben der Nanoanalytik die Un-
terschiede der hochauflosenden Abbil-
dung im TEM- und STEM-Modus an
ein und derselben Probe demonstriert
wurden. Sehr positiv war auch die Re-
sonanz auf die Erweiterung des Ange-
bots durch theoretische Ubungen, bei
denen unter anderem die Auswertung
der mittleren PartikelgréBe von Nano-
kristallen/Quantenpunkten aus Ring-
beugungsbildern, die Indizierung von

Zonenachsenbeugungsbildern und die
Analyse von EDX-Spektren an eige-
nen experimentellen Ergebnissen
durchgefiihrt wurde. Hierbei konnten
die Teilnehmer ihr Verstindnis weiter
vertiefen und wurden fiir den wichtigen
Aspekt der Auswertung elektronenmi-
kroskopischer Daten sensibilisiert.
Wir freuen uns, bei den Teilneh-
mern Begeisterung fiir die vielféltigen
Methoden und Anwendungsméglich-
keiten der TEM geweckt und einige
neue Nutzer fiir unsere CENEM-Nut-
zereinrichtung gewonnen zu haben.
Herzlich bedanken mdochten wir uns
bei der DFG (Projekt SP648/5-1
"CENEM Core Facility") und der
DGE fiir die finanzielle Unterstiitzung
der diesjdhrigen TEM-Schule.
Dr. Isabel Knoke,
Prof. Erdmann Spiecker

Dr. Ana M. Beltran diskutiert mit Teilnehmern tUber Auswertungsprobleme
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DGE-Immunmarkierungskurs
in Tiibingen (Leiter Dr. Heinz
Schwarz):

Wie auch in den vorangegangen
Jahren hat im September 2013 (18.9.-
20.9.) wieder der DGE-Immunmar-
kierungskurs am Max-Planck-Institut
fiir Entwicklungsbiologie in Tiibingen
stattgefunden.

Die insgesamt 5 Teilnehmer (4 TA’s
sowie 1 PostDoc) haben im theoreti-
schen Teil von den Vortragenden
Heinz Schwarz, Bruno Humbel und
York Stierhof umfassende Informatio-
nen iiber die Methoden der chemi-
schen sowie der Kryofixierung erhal-
ten. Weitere Schwerpunkte in den
Vortriagen waren die Gefriersubstituti-

on, Antikorper und Antigene sowie
geeignete Markermolekiile fiir die
elektronenmikroskopische wie auch
die lichtmikroskopische Darstellung.

Im praktischen Teil des Kurses
haben die Teilnehmer dann Immun-
markierungen an Ultradiinnschnitten
von in Plastik eingebetteten Proben
durchgefiihrt. Den Erfolg des Experi-
mentes konnten sie dann schlussend-
lich mit Hilfe des Transmissions-
elektronenmikroskop wie auch mit
dem Lichtmikroskop iiberpriifen.

Der nichste Immunmarkierungs-
kurs wird vom 17.-19. September
2014 wieder am MPI in Tiibingen
stattfinden.

Dr. Matthias Flotenmeyer, Tiibingen

SCIENCE
SERVICES

Elektronen

Mikroskopie

Licht
Mikroskopie

TEM-Grids &
Objekttrager

Cryo
Zubeht'i:ﬁ'y

Eichstandards
Testobjekte &

Diamant
Messer

Chemikalien

Laborbedarf

Uber 8.000 Artikel
im Online-Shop

Immer auf dem neuesten Stand
mit unserem Newsletter:
scienceservices.de/de/newsletter

SCIENCE SERVICES

Mikroskopie - Ultrazentrifugation - allgemeinen Laborbedarf
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Fusion von TESCAN und Orsay
Physics

Im Herbst 2013 verkiindeten die
Firma TESCAN, einer der weltweit
fiihrenden Hersteller von Rasterelek-
tronenmikroskopen sowie Focused
Ion Beam (FIB) Systemen, und Orsay
Physics, Weltmarktfiihrer auf dem Ge-
biet individuell hergestellter FIB und
E-Beam Technologie, ihren Zusam-
menschluss zur TESCAN ORSAY
HOLDING.

Bereits seit 2007 ist Orsay Physics
der alleinige Zulieferer fiir die Ion
Beam Komponenten der TESCAN
FIB-REM. Diese Zusammenarbeit
fiihrte zur Entwicklung der TESCAN
LYRA und VELA Gallium FIB-REM
Workstations. Bisheriges Highlight
der Kooperation ist das weltweit erste
Xenon Plasma PFIB-REM - die TES-
CAN FERA. Durch das Xenon Plas-
ma bietet die FERA dem Anwender
die Moglichkeit, extrem hohe Ab-
tragsraten zu erzielen. Das macht die
FERA zur ersten Wahl in der Halblei-
terindustrie, aber auch auf anderen
Gebieten aus Forschung und Indu-
strie.

TESCAN, bekannt fiir seine Qua-
litdt und Innovationskraft, ist ein ISO-
zertifiziertes Unternehmen, das iiber
eine lange Tradition auf dem Gebiet
der Spitzentechnologie verfiigt. Die
1991 gegriindete Firma zihlt zu den
fiihrenden Herstellern wissenschaftli-
cher Instrumente und wird im
deutschsprachigen Raum seit andert-
halb Jahrzehnten kompetent und tat-
kréftig durch die EO Elektronen-
Optik-Service GmbH vertreten.

Orsay Physics wurde 1989 durch
Forscher, Ingenieure und Spezialisten
auf dem Gebiet der "Charged Particle
Optics" der Universitidt Paris-Orsay
gegriindet. Das Unternehmen bringt
seine jahrzehntelange Erfahrung auf
den Gebieten der Focused Ion Beam
und Electron Beam Technologie mit in
die neue Holding ein.

Fast zeitgleich mit der Fusion zur
TESCAN ORSAY HOLDING wurde

die neue TESCAN Zentrale in Brno
(Tschechische Republik) eingeweiht.
Im hochmodernen Gebdudekomplex,
in dem die Fédden aus allen Kontinen-
ten zusammenlaufen, sind Verwal-
tung, Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung sowie Produktion und Logi-
stik untergebracht.

Beim Bau des neuen Komplexes,
der unweit des alten Werkes in Bruno
- Kohoutovice liegt, wurde neben mo-
dernster Ausstattung, Planungs- und
Fertigungstechnik auch auf Aspekte
wie Lirmschutz, Umweltvertriglich-
keit und eine harmonische Einbin-
dung in das Umfeld grofer Wert ge-
legt.

Damit ist das Unternehmen bestens
fiir gegenwirtige und zukiinftige Her-
ausforderungen auf dem Gebiet der
Elektronenmikroskopie aufgestellt —
wie unter anderem das neue MAIA
Ultra-High Resolution FE-REM mit
Immersionslinse beweist.

Kontakt

EO Elektronen-Optik-Service GmbH
Zum Lonnenhohl 46

44319 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 927360-0

Fax: +49 (0)231 927360-27
info@eos-do.de

www.eos-do.de

JEOL JSM-IT300 - die neue
Generation der JEOL Raster-
elektronenmikroskope

Das JEOL JSM-IT300 ist die neue-
ste Innovation in der beliebten Wolf-
ram / LaB6 Niedervakuum-Raster-
elektronenmikroskopie-Baureihe.

Fiir das neue analytische REM mit
intuitivem Touchscreen und einem
einzigartigen Design fusioniert das
bewihrte und weit verbreitete analyti-
sche high-performance REM JSM-
6610 mit dem preisgekronten Soft-
warekonzept des InTouchScope™ .

Durch die langjihrige Erfahrung
bei der Entwicklung von Rasterelek-
tronenmikroskopen konnten Eigen-
schaften und Performance von
JEOL-Geriten kontinuierlich gestei-
gert werden. Dadurch bietet das
JEOL JSM-IT300 unter anderem die
bestmogliche Bildauflosung neben
einer Vielzahl von zusétzlichen hilf-
reichen Tools auf der Bedienerober-
flache.

Vielseitigkeit und eine hohe Auflo-
sung iiber den kompletten Vergrofe-
rungsbereich von 5x - 300.000x sind
die Markenzeichen der JEOL-REM
Baureihe und das JSM-IT300 bietet
diese Funktionen auf hochstem Ni-
veau.
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Zu den Eigenschaften des JEOL
JSM-IT300 zdhlen unter anderem die
hochste Bildauflosung mit Wolfram
Quelle, eine vollstindig motorisierte
5-Achsen-Probenbiihne mit asynchro-
ner Bewegung sowie die integrierte
Farbbild Navigation.

Der multi-segment Riickstreuelek-
tronendetektor (BSE) an Niedervaku-
um Modellen (LV) mit hoher Emp-
findlichkeit bei geringer Spannung
und schnellen Abtastraten (LV SE De-
tektor optional) ist Standard beim
neuen JSM-IT300.

AuBlerdem ermdglichen die intuiti-
ve Software mit multi-touch Benut-
zeroberfldche und die intelligente Pro-
benbehandlung (Erstellen, Speichern
und Abrufen von Rezepten) einen be-
dienerfreundlichen Einsatz des JEOL
JSM-IT300.

Eine umfangreiche Liste an unter-
schiedlichen optionalen Ausstattungs-
merkmalen komplettiert das JEOL
JSM-IT300.

Kontakt

JEOL (Germany) GmbH
Oskar-v.-Miller-Str. 1A
85386 Eching

E-Mail: info@jeol.de

Weitere Informationen finden Sie
auch im Internet unter www.jeol.de

Micro- and nanoscale magnetic
structures created by beam
induced deposition using FEI
Helios NanoLab Dualbeam
(FIB/SEM)

Devices and structures made on a
nanoscale now have a number of real
world applications and the potential
for further development and uptake is
still growing. However, converting
the latest ideas and designs into some-

thing real for research, testing and pro-
totyping can pose a significant techni-
cal and financial barrier.

FEI offers a smart and efficient way
of turning nanoscale designs into rea-
lity by using finely focused particle
beams along with advanced patterning
solutions and precision stages integra-
ted into FEI’s latest focused ion beam
systems (FIB), scanning -electron
microscopes (SEM) and DualBeam™
(combined FIB and SEM) instru-
ments. Using a combination of the
FIB, the electron beam, beam chemi-
stries, manipulators and/or probing
equipments, a DualBeam system of-
fers a very versatile platform to crea-
te, inspect and validate nanoscale or
microscale device prototypes. Their
optimized libraries of patterns and
scan strategies, flexible scripting and
automation modules allows both sim-
ple and very complex 3D structures to
be milled or directly deposited on a
substrate, in the most time efficient
manner. When sub-10 nm critical di-
mensions or accurate patterning over
millimeters are required, the Helios
NanoLab™ becomes the DualBeam
of choice.

In a number of prototyping cases,
FIB/SEM beam induced deposition of
materials, enabled by FEI's extended
selection of integrated beam chemi-
stry solutions, turns out to be a very at-
tractive approach. It is a direct write
patterning technique, using the beam
of an SEM or FIB to locally dissocia-
te injected precursor molecules adhe-

Application Example: Ultra fine metal contacts made using electron beam induced

deposition.
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Wie verandert die Unscharferelation
unsere Erkenntnis?

m Was ist Quantenmechanik?

m Was bedeutet sie fiir unsere
Anschauung der Natur?

m Wie ist Quantenkryptographie
und Teleportation moglich?

Herausgegeben von Konrad Kleinknecht
2013. 143 Seiten. 28 Abbildungen.
Gebunden. € 24,- [D]
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Die Heisenberg-Gesellschaft, gegriindet im Dezember
2012, widmet sich der Vermittlung des geistigen Erbes
von Werner Heisenberg, der zu den bedeutendsten
Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts zahlt. Mit
seiner Quantenmechanik erdffnete er uns die Welt
der kleinsten Bausteine der Materie, der Atome,
Atomkerne und Elementarteilchen. Seine Entdeckung
der Unbestimmtheitsrelation hat weitreichende
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naturwissenschaftlichen und philosophischen Fragen
im Zusammenhang mit Heisenbergs Werk verdffentlicht
die Gesellschaft in einer Schriftenreihe, deren erster
Band mit Quanten nun vorliegt.
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red to a surface [1,2]. No mask is nee-
ded, and much greater control of the
3D shape is possible with FIB/SEM
beam induced deposition.

Recent developments have allowed
the material quality of magnetic Co,
Fe and Pt structures directly deposited
by Helios NanoLab FIB/SEM and sel-
ected beam chemistries to reach a pu-
rity level above 70 at%, enabling the
creation of prototype nanoscale struc-
tures with magnetic behavior [3].
These magnetic structures can be used
for domain wall pinning on Fe or Pt
pillars on a circuit, Hall sensors, and
tips for magnetic force microscopy
(MEFM). The tip of MFM cantilevers
can be created in a few minutes only
which otherwise can be a challenge
for many conventional, commercial
available lithography techniques.
MEM tips in the form of Co spike tips
were produced [4] with improved
well controlled shape, high aspect
ratio and capable of delivering ima-
ging spatial resolution down to 10 nm.
Besides tailoring the shape of the tips
to tune the performance, the life time
and stability of the tips can be increa-
sed by additional carbon coating pre-
venting natural oxidation.

[1] Botman A. et al., Nanotechnolo-

gy 20 (2009) 372001.

[2] Utke I et al.: “Nanofabrication
Using Focused Ion and Electron
Beams” Chapter 10, Oxford
University Press (2012);

[3] Lavrijsen R et al., Nanotechno-
logy 22 (2011) 025302.

[4] L.M.Belovaetal.,Rev. Sci. In-
strum. 83,093711 (2012).

With the Helios NanoLab, many
other applications, such as the prepa-
ration of ultra-thin samples for trans-
mission electron microscope (TEM)
or Atom Probe investigations, as well
as nanoscale 2D and 3D imaging and
analysis are also driving advance-
ments in materials research. To learn
more, please visit http://www.fei.com/
products/dualbeam/helios-nanolab/

Binder Labortechnik
Trockenstation TS 516

Die Firma Binder Labortechnik
hat eine Trockenstation fiir bis zu
6 Probenhaltern entwickelt. Die
Trockenstation TS 516 ist mit 1
Hauptrezipienten und bis zu 4 Subre-
zipienten ausgestattet. Der Hauptrezi-
pient ist direkt mit der Turbopumpe
verbunden; er verfiigt iiber zwei Ad-
apter fiir Probenhalter sowie einen
Anschluss zur Inbetriebnahme einer
temperaturkontrollierten Halogenhei-
zung. (Option)

Das Grundgerit basiert auf einem
Turbopumpstand modernster Bauart
(Pfeiffer High Cube). Die Kombinati-
on einer Turbomolekularpumpe mit
einer Membranpumpe sorgt mit einer
integrierten Pumpstandsteuerung fiir
Olfreies Vakuum bei kurzen Zyklus-
zeiten. Das erreichbare Endvakuum
liegt bei ca. 8 x 10 E-6 mbar

Zum Evakuieren der Kryo-Kiihl-
halter ist eine Kryo Software erhilt-
lich. Sie ermoglicht das Evakuieren
des Vessels.

Als weitere Option kann der Pro-
benhalter mittels der Halogenheizung
mit Temperaturvorgabe unter Vakuum
ausgeheizt werden. Der Prozessablauf
der Halogenheizung ist iiber den
Touchscreen kontrollierbar.

Die Subrezipienten haben ein Volu-
men von ca. 3 cm3; sie konnen daher
ziigig evakuiert werden. Um das
Vakuum in den Subrezipienten zu
erhalten, werden wihrend der Kryo-
Anwendung alle zusitzlichen Rezipi-
enten iiber ein Steuerventil vom
Hauptrezipienten  getrennt.  Alle
Informationen tiber das Vakuum, die
Stromaufnahme der Turbopumpe
sowie deren Umdrehungszahl werden
mittels eines Balkendiagramms direkt
am Monitor angezeigt. Der Statusmo-
nitor informiert iiber den aktuellen
Status der Anwendung. Fiir das Beliif-
ten des Hauptrezipienten und der Sub-
rezipienten ist ein externer N2 An-
schluss vorgesehen.

Trockenstation TS 516

Es besteht die Moglichkeit, die
Subrezipienten unabhingig von Sta-
tus des Pumpstandes zu bedienen. Sie
konnen beliiftet und evakuiert werden
ohne das Betriebsvakuum zu brechen.
Alle Applikationen sind meniigefiihrt
und einfach zu handhaben.

Optionen

e 4. Subrezipient (beinhaltet Soft-
warefreigabe) wahlweise
ein Adapter fiir FEI, Jeol, Zeiss
oder Hitachi

e 2.Adapter im Hauptrezipienten

¢ Halogenheizmodul mit einstell-
barer Temperatur (max 95° C)
ab ca. KW 20 erhiltlich

* Cryokit (Freischaltung der An-
wender-Software fiir Ansteue-
rung der Kryofunktion)

e TS 516 - Keine Modifikation
mit Plasmaquelle méglich

Binder Labortechnik

Flurstralle 7

85241 Hebertshausen

Tel/ Fax 08131 25549

Mobil: 0172 563 5246

E-Mail: webmaster @binder-labor-
technik.de

Weitere Informationen iiber den
Trockenpumpstand TS 516 und 316
sowie den Plasmareiniger TPS 316
entnehmen Sie bitte unserer Beilage.
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Aus Forschung und Industrie

Die Probe eines Olschiefers mit 25 mm Durchmesser. Das kleine Bild rechts oben zeigt die
Probenoberflache nach mechanischer Probenvorbereitung, die sichtbare Kratzspuren
und Schmierartefakte aufweist. Das kleine Bild rechts unten zeigt die Oberflache nach zu-
satzlichem lonenstrahlpolieren mittels des Drehtisches der Leica EM TIC 3X. Die Probe ist
frei von Kratzspuren und Schmierartefakten.

Ionenstrahlpolieren auch von
grofien Flichen

Leica Microsystems bietet die
Leica EM TIC 3X nun auch mit
Drehtisch

Um Mikrostrukturen im Rastere-
lektronenmikroskop (REM) zu analy-
sieren, eignet sich die Querschnitts-
priaparation mittels Ionenstrahltech-
nik. Sie liefert hervorragende Bedin-
gungen fiir Analysen wir die Electron
Backscatter Diffraction (ESBD), denn
sie schlieft mechanische Priparati- Nach dem Polieren mittels lonenstrahls in
onsfehler wie Schmierartefakte. Git- der Leica EM TIC 3X sind Schieferporen
’ deutlich sichtbar.
terversetzungen und Kratzer aus.

Mit dem Boschungsétzsystem Leica
EM TIC 3X lassen sich Querschnitte
nahezu aller Materialen erfolgreich mit
der Ionenstrahltechnik priparieren.
Der mit dem Gerit bearbeitete Quer-
schnitt ist mehr als 4 mm x 1 mm —eine
Fliche, die trotz ihrer Grofle mitunter
zu gering ist, um gute quantitative Aus-
sagen treffen zu konnen.

Zusitzlich zu den Modulen zur
Querschnittspriparation ist nunmehr
ein weiteres Modul der Leica EM TIC
3X mit Drehtisch auf den Markt erhélt-
lich. Mit Drehtisch lassen sich ionen-
strahlpréparierte Fldchen bis zu einer
GroBe von mehr als 25 mm Durchmes-
ser herstellen: Oszillierung oder Rota-
tion liefert in Verbindung mit einer
Seitwirtsbewegung der Probe auf dem
Drehtisch eine grof3e ionenstrahlpolier-
te Fliche der Probe. Durch diese ver-
schiedenen Module deckt die Leica
EM TIC 3X den gesamten Bedarf fiir
die REM-Oberflidchenpriparation zur
Mikrostrukturanalyse ab.
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Buchbesprechung

Low Voltage Electron
Microscopy — Principles
and Applications

David C. Bell, N. Erdman
RMS-Wiley Imprint (Series Editor:
Susan Brooks), John Wiley & Sons
Ltd. in association with the Royal
Microsopical Society, Chichester
(2013), 203 pages, ISBN 978-1-119-
97111-5 (hardcover)

Das in acht Kapitel unterteilte Buch
berichtet iiber aktuelle methodische
Entwicklungen im Bereich der bei
vergleichsweise niedrigen Beschleu-
nigungsspannungen bzw. Landeener-
gien arbeitenden Elektronenmikro-
skope und wurde von 14 Autoren ver-
fasst, die etwa hilftig von fiihrenden
Mikroskopherstellern einesteils und
andernteils aus akademischen Ein-
richtungen in den USA sowie dem
Daresbury Laboratorium in GroBbri-
tannien stammen. Das erste Kapitel
befasst sich mit der Theorie der Abbil-
dung und Elementanalyse bei niedri-
ger Hochspannung, wobei Bezug auf
Rasterelektronenmikroskop (REM),
Transmissionselektronenmikroskop
(TEM) und Rastertransmissionselek-
tronenmikroskop (STEM) genommen
wird.

Darauf aufbauend werden Beispiele
der (hoch)spannungsabhéngigen Kon-
trastumkehr in der Riickstreuelektro-
nenabbildung sowie Oberfldchen-
sensitivitit in der Elementmikroanalyse
an Diinnfilmstrukturen gegeben. Ka-
pitel 2 stellt die instrumentellen Mog-
lichkeiten zur Realisierung der Abbil-
dung und Mikroanalyse bei niedrigen
Hochspannungen vor. Unter den Elek-
tronenquellen werden neben den
Klassikern zwei Typen hervorgeho-
ben: (i) der Emitter taucht in eine Im-
mersionskondensorlinse ein und gibt

so einen etwa 10fach hoheren Strahl-
strom als ein klassischer Schottky-
Emitter, (ii) der Schottky-Emitter ist
mit einem Monochromator verbun-
den, womit die Halbwertsbreite der
Energieverteilung auf 0,2 eV verrin-
gert werden kann. Letzteres bringt -
dhnlich wie bei einem kalten Felde-
mitter - einen deutlichen Vorteil hin-
sichtlich der chromatischen Aberrati-
on, die bei niedrigen Spannungen do-
minant wird. Des Weiteren werden als
Konzepte zur Erreichung eines hohen
Auflosungsvermogens und zugleich
hoher Oberfldchensensitivitit bespro-
chen: Strahlabbremsung fiir niedrige
Landeenergien, Energiefilterung der
Elektronensignale und Aberrations-
korrektoren. Das Konzept des Mono-
chromators zur Erreichung eines be-
sonders hohen Auflosungsvermogens
im Rasterelektronenmikroskop wird
in Kapitel 3 weiter ausgefiihrt und mit
zahlreichen Anwendungsbeispielen
bebildert.

Die weiteren in Kapitel 2 zubereite-
ten Konzepte werden in Kapitel 4 zur
Anwendung gefiihrt, welche die Un-
tersuchung strahlsensitiver teils biolo-
gischer Objekte einschlieft. Beein-
druckend ist hier unter anderem das
Beispiel einer rontgenspektroskopi-
schen Elementverteilungsanalyse
eines Objekts, das aus Nickelsidulen
mit 50 Nanometer Durchmesser auf
einem Indium-Zinn-Oxid besteht, bei
einer Elektronenenergie von 3 kV. Ka-
pitel 5 wendet sich der atomar-auflo-
senden Transmissionselektronenmi-
kroskopie bei niedriger Strahlspan-
nung zu, wobei im Beispiel (40 kV)
die Vorteile der Kombination eines
Korrektors fiir die chromatische Aber-
ration und eines Monochromators de-
monstriert werden. Kapitel 6 behan-
delt die Abbildung und Elementanaly-
se einzelner Atome auf Graphenunter-
lage im Rastertransmissionselektro-
nenmikroskop bei Strahlspannungen

deutlich unter 100 kV. Bei der Abbil-
dung werden die Vorteile der Addition
sequentieller Aufnahmen mit kurzen
Rasterzeiten unter Verwendung geeig-
neter Filteralgorithmen demonstriert.
Bei der Elementanalytik beein-
drucken besonders die Feinstruktur-
signaturen in Elektronenenergiever-
lustspektren von Einzelatomen. In Ka-
pitel 7 werden weitere eindrucksvolle
Beispiele der atomar-auflosenden Ra-
stertransmissionselektronenmikro-
skopie bei Strahlspannungen unter
100 kV anhand von Grenzfldchen in
Oxid- und Nitridsystemen gegeben.

Das abschlieende Kapitel 8 be-
trachtet spezielle Transmissions- und
Rasterelektronenmikroskope und
wagt den Ausblick auf Kommendes
mit direkten Elektronendetektoren
und Siliziumdriftdetektoren fiir die
Nanoanalyse. Letztere werden als
maligeblich fiir kiinftige Entwicklun-
gen eingeschitzt, da es bei niedrigen
Strahlspannungen auf eine besonders
gute Signalverwertung ankomme.
Miihe hat sich der Verlag damit gege-
ben, in der Buchmitte Bildtafeln auf
Hochglanzpapier einzufiigen, die be-
sonders die Farbabbildungen des Bu-
ches in hervorragender Qualitit wie-
dergeben. Durch den konkreten Bezug
zu aktuellen Mikroskopen unter-
schiedlicher Hersteller ist das Buch
besonders wertvoll fiir diejenigen, die
an modernen Instrumenten arbeiten
und ein detailliertes Verstidndnis der
Funktionsweise gewinnen mochten.

Besprochen von:

Prof. Dr. Armin Feldhoff

Leibniz Universitit Hannover
Institut fiir Physikalische Chemie und
Elektrochemie

Callinstrafle 3-3A

30167 Hannover

Tel.: +49(0)511.762-2940

E-Mail: armin.feldhoff@pci.uni-hann
over.de
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Wie das, was wir €SSEN,
unsere GENE beeinflusst

Wieso und seit wann essen wir eigentlich so, wie
wir es gewohnt sind? Wie haben sich Tiere und
Pflanzen im Lauf der Jahrhunderte verandert und
wie hat unser Korper darauf reagiert? Warum ver-
tragen manche Menschen Laktose, andere nicht?

Diesen Fragen geht Fritz Hoffeler auf den Grund:
Er ist der Wechselwirkung zwischen Genen und
Erndhrung auf der Spur. Die Bestandteile unserer
Nahrung I6sen jeweils bestimmte Reaktionsketten
im Korper aus. Umgekehrt regulieren unsere Gene,
wie wir Nahrung verarbeiten: Manches knnen,
anderes miissen wir essen, und einiges ist fiir uns
unverdaulich. Warum, das erklart Hoffeler span-
nend, informativ, fundiert — und bestens lesbar.




DGE-Arbeitskreise

Analytische Transmissi-
onselektronenmikrosko-
pie- Eine Einfiihrung fiir
den Praktiker

Jirgen Thomas, Thomas Gemming,
Springer-Verlag Wien (2013),
371 Seiten, ISBN 978-3-7091-1439-1

Ob ich bereit sei, eine Besprechung
des 2013 erschienenen Buches fiir die
DGE-Zeitschrift zu  verfassen?
Zunichst zogerte ich: Lohnt sich die
Beschiftigung mit diesem Buch, wo
doch zu dessen Thematik schon zahl-
reiche Biicher existieren? Zustimmen-
den Anstofl gab mir der Spruch auf
meinem Literatur-Hefter aus Schul-
zeiten. Jean Paul, ein Zeitgenosse
Goethes, schrieb vor 200 Jahren:
,» Wenn auch Biicher nicht gut oder
schlecht machen, besser oder schlech-
ter machen sie doch.* Solcherart er-
mutigt, habe ich zugesagt.

Die Autoren kenne ich seit langem
als in Dresden titige Wissenschaftler.
Der erste, J.T., ist schon als Student
der TU Dresden von der geritetech-
nisch-methodischen Seite her in die
Elektronenmikroskopie =~ hineinge-
wachsen. Der zweite, T.G., kam nach
Studium in Karlsruhe zum MPI fiir
Metallforschung Stuttgart, wo er, auf
Werkstoffuntersuchungen mit dem
Elektronenmikroskop orientiert, ge-
diegene Forschungsergebnisse erziel-
te. Das jetzt fertiggestellte Buch be-
sitzt den Untertitel ,,Eine Einfiihrung
fiir den Praktiker®, was nicht als the-
matische Beschrinkung aufzufassen
ist, sondern vielmehr die Begriindung
fiir das Buchprojekt enthilt, womit
sich dieses von den oben erwihnten
zahlreichen anderen Biichern unter-
scheidet. Im Rahmen ihrer Arbeitsauf-
gaben am Dresdner Leibniz-Institut
fiir Festkorper und Werkstofffor-
schung (IFW) haben die Autoren iiber
viele Jahre hinweg neben den Vorle-
sungsaktivitdten die praktische Aus-
bildung einer groBlen Anzahl von
Technikern, Studenten, Doktoranden
und Postdoktoranden begleitet. So
entstand hohe Kompetenz gerade
auch in piddagogisch-didaktischer
Hinsicht. Sie kennen die Probleme

und Bediirfnisse, die typischerweise
bei Anfdngern immer wieder auftreten,
und lassen diese in die Konzeption
ihres Buches einflieBen. Riicksicht
wird sowohl auf die unterschiedliche
Vorbildung der Anzulernenden ge-
nommen, als auch auf die Tatsache,
dass der Schiilerkreis fiir seine Arbeit
das Elektronenmikroskop grofitenteils
nur fiir begrenzte Zeit nutzen will oder
muss, aber natiirlich trotzdem maxi-
male Ergebnisse anstrebt. Gestiitzt
auf anschaulich-plausible Erkldrun-
gen wiinschen sich die Schiiler eine
moglichst ausfiihrliche Beschreibung
der am Mikroskop zu vollziehenden
Arbeitsschritte. Konsequent verfol-
gen die Autoren dabei das Prinzip,
mathematische Formalismen weitge-
hend auszuklammern. Wo das nicht
gelingt, wird auf das 10. Buchkapitel
verwiesen, das fiir diejenigen Leser
angelegt ist, die es genauer wissen
mochten.

Im Vergleich zu seinen Nutzern be-
sitzt ein Elektronenmikroskop nur ge-
ringe ,,.Lebensdauer. Stindig kom-
men neue Gerite heraus, die dem er-
reichten wissenschaftlichen Fort-
schritt gerecht werden. Das erfordert
die stindige Regeneration des Geriite-
parks, wozu von der Institutsseite er-
hebliche finanzielle Mittel bereitge-
stellt werden miissen. Am IFW Dres-
denist das in der vergangenen Zeit gut
gelungen, so dass auch fiir Lehr-
zwecke modernste Gerite zur Verfii-
gung stehen.

Die Leser lernen, nach der Verstin-
digung tiber physikalische Grundbe-
griffe, wie Vergroferung und Auflo-
sung, den prinzipiellen Aufbau eines
Elektronenmikroskops und seiner
wichtigsten Bestandteile kennen,
ebenso elektronenoptische Gesetz-
miBigkeiten fiir Elektronen als Teil-
chen oder Wellen und zu erwartende
Abbildungsfehler.

Bevor man mit dem eigentlichen
Mikroskopieren beginnen kann, ist es
notwendig, das zu untersuchende Ob-
jekt, die Probe, transparent zu ma-
chen. Die Schwierigkeiten dieser Ob-
jektpriparation werden auf 12 Seiten
ausfiihrlich dargestellt, gerade weil
dieser Punkt von unerfahrenen Nut-

zern oft unterschitzt wird. Beim Ab-
diinnen muss vermieden werden, die
originale Objektstruktur zu schidigen,
die ja den Gegenstand der Untersu-
chung bildet.

Nach dieser Einstimmung wéchst
die Ungeduld des Lesers, nun endlich
zur Sache zu kommen, also Bilder zu
erzeugen. Allerdings muss zuvor noch
der Strahlengang so justiert werden,
dass er auf seinem Weg von der Elek-
tronenkanone bis zum Endbildschirm
nirgends behindert wird. Enge Blen-
den lassen sich von auflen iiber vaku-
umdichte Durchfiihrungen mikrome-
tergenau zentrieren. An anderen Eng-
stellen muss der Strahl mittels magne-
tischer Ablenkfelder ,,durchgefiddelt*
werden. Die notwendige Prizision
steigt mit der VergroBerung des Mi-
kroskops. Nun kann die Probe zusam-
men mit dem Probenhalter durch eine
Vakuumschleuse auf die optische
Achse der Objektivlinse gebracht
werden. Wenn das Objekt magnetisch
ist oder wenn sich auf ihm elektrisch
isolierte Verschmutzungen aufladen,
dndert sich der Justierzustand in Ab-
hidngigkeit von der Objektposition,
wodurch die Strahljustierung erneut
nachgebessert werden muss. Der
Leser lernt, dass zur optimalen Bilder-
zeugung das stdndige Nachjustieren
von Strahl und Blenden dazugehort
wie das Niesen zum Schnupfen. Erste
praktische Erfahrungen werden beim
Scharfstellen des Bildes und bei der
Beobachtung von Objektschidigun-
gen vermittelt.

Direkt aus der Abbildung heraus
lassen sich durch einfaches Umschal-
ten der Linsen Beugungsreflexe beob-
achten. Das gibt den Anlass, im nédch-
sten Lernschritt auf die Elektronen-
beugung einzugehen, die sich als die
dlteste analytische Methode am Elek-
tronenmikroskop etabliert hat. Um
aus der Position der Beugungsreflexe
auf die kristalline Objektstruktur zu
schlieBen, bedarf es allerdings einiger
zwar elementarer aber oft zeitrauben-
der Rechnungen. Oder man blittert
durch geeignete Tabellen in schwerge-
wichtigen Folianten, falls diese zur
Verfiigung stehen. In der heutigen La-
borpraxis erledigt diese Aufgabe ein
PC in Sekundenschnelle. Aus der An-
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Bilicher

ordnung der Beugungsreflexe ldsst
sich ableiten, wie die Bildkontraste
zustande kommen. Das Vorurteil , dass
wertvolle Ergebnisse in der Festkor-
perforschung nur mit elektronenmi-
kroskopischer Hochauflosung (bei
maximaler VergroBerung) zu erwarten
sind, wird hier durch die Tatsache aus-
gerdumt, dass gerade Realstrukturef-
fekte bei durchaus mittlerer Vergrofie-
rung und Auflosung aufgeklirt wer-
den konnen. Als Beispiele werden im
Buch Ausscheidungen und Versetzun-
gen, Biegekonturen, Dickenkonturen,
Zwillingsgrenzen, Doménengrenzen
und innere Spannungen behandelt.

Hohere Vergroflerungen stellen
grenzwertige Anforderungen an die
mechanische und elektrische Stabilitét
der Umgebungsbedingungen. Aller-
dings gelangt man mit gesteigerter
VergroBerung zu der Moglichkeit, pe-
riodische Atomkonfigurationen in
Kristallgittern abzubilden. Aus welle-
noptischer Sicht werden Auflosung
und Kontraste, allgemein die Untersu-
chung periodischer Helligkeitsvertei-
lungen, bis hin zum Grenzfall amor-
pher Objekte, diskutiert. An Muster-
beispielen wird erklirt, was auf den
Bildern reell ist und was durch die
spezielle Beobachtungstechnik vor-
getduscht werden kann. Hier fiéllt der
Messung und Korrektur der Abbil-
dungsfehler eine wichtige Funktion
Zu.

In diesem Buchkapitel wird ersicht-
lich, wo das von den Autoren zunéchst
verfolgte Konzept der anschaulichen
Stoffvermittlung ohne mathematische
Hilfestellung an seine Grenzen ge-
langt. Welche Rolle dadurch dem
Buchkapitel 10 zugedacht ist, wird
weiter unten genauer beschrieben.

Weitergehend in der praktischen
Arbeit lernt der Leser zundchst den
Rastermodus des Mikroskops kennen,

in den man &dhnlich wie beim Beu-
gungsmodus durch einfaches Um-
schalten der Linsen gelangt. Hinsicht-
lich der Kontrastentstehung und der
erzielbaren Auflosung ergeben sich
neue Gesichtspunkte. Der angestrebte
minimale Elektronensonden-Durch-
messer ist fiir analytische Zwecke von
Vorteil. Analytische Informationen
werden durch zwei Methoden, nim-
lich die energiedispersive Rontgen-
spektroskopie und die Elektronen-En-
ergieverlustspektroskopie gewonnen,
von denen jede ihre Stirken und
Schwichen besitzt. Der Geritenutzer
entscheidet, welcher Methode der
Vorzug zu geben ist. Ziel ist die quali-
tative und quantitative Erfassung der
chemischen Elemente in mikrosko-
pisch kleinen Objektbereichen. Viel-
fach sind Aussagen zur chemischen
Bindung und zur Objektdicke mog-
lich. Die Kombination von Abbildung
und Analyse kann Elementvertei-
lungsbilder liefern. Alle Messergeb-
nisse miissen sorgfiltiger Fehlerkor-
rekturen unterzogen werden, auf die
ausfiihrlich eingegangen wird und die
anwendungsbereit vorliegen.

Der bis hierher skizzierte Inhalt des
Buches beansprucht, auf 9 Kapitel
aufgeteilt, etwa zwei Drittel des Sei-
tenumfanges. ,,Etwas mehr Mathema-
tik*, wie es die Autoren iiberschrei-
ben, ist im Buchkapitel 10 verwendet
worden. Im Gegensatz zu den ersten 9
Kapiteln sind hierin die Unterkapitel
nicht in logischer Reihenfolge, son-
dern anscheinend willkiirlich ange-
ordnet (beispielsweise werden Elek-
tronenprismen zwischen Absorptions-
korrektur und Faltung erldutert). Die
Autoren erheben nicht den Anspruch,
in diesem letzten Buchdrittel alle offe-
nen Fragen aufzulosen. Offenbar be-
absichtigen sie, interessierte Leser auf
dem weiten Feld der Erkenntnis zu
selbstorganisiertem Weitermarsch zu
ermuntern. Dafiir wihlen sie mit den

Unterkapiteln 10.1 bis 10.24 einige
Themen aus, deren Behandlung diese
Leser unterwegs gut gebrauchen kon-
nen. Wer das Kapitel 10 irgendwo auf-
schlédgt, wird nicht selten Formeln fin-
den, die in ihrer Linge gerade auf eine
Buchzeile passen. Manche wird das
nicht ermutigen. Aber wie gesagt, ist
das Kapitel fakultativ, wem diese
Jacke nicht passt, der muss sie nicht
anziehen. Ich finde die gewihlte Art
der Fortsetzung wohlabgewogen und
gut gelungen.

Abschliefend mochte ich dieses
»gut gelungen™ den Autoren fiir ihr
gesamtes Lehrbuch bescheinigen.
Daneben wire noch einzuschitzen,
wie es bei Personen ankommt, die
nicht unter ,,einzufiihrende Prakti-
ker* fallen, weil sie diesen Status be-
reits hinter sich haben. Also bei-
spielsweise mir selbst hat das Lesen
auflerordentliches Vergniigen berei-
tet, nicht zuletzt auch wegen der Idee,
wissenschaftliche Sprodheit durch
gelegentlich eingeschobene Klassi-
kerzitate aufzulockern. Ich gebe gern
zu, dass ich manches nicht Gewusste
oder nicht Bedachte dazugelernt
habe. Wie von Jean Paul vorhergese-
hen, hat mich das Buch also ,,besser
gemacht®. Ich mochte es deshalb
auch dem zuletzt genannten Perso-
nenkreis empfehlen. Die Alteren
unter uns blicken manchmal gern auf
ihren Lebenslauf zuriick. Mir fallt
dabei ein: Es ist schade, dass mir die-
ses Buch nicht zur Verfiigung stand,
als ich selbst ein Anfinger war und
Analytische Transmissionselektro-
nenmikroskopie zu erlernen hatte.

Besprochen yon:

Dr.rer.nat.habil. Hans-Dietrich Bauer
Kantstralle 6¢

01809 Heidenau

Tel: +493529 517736

E-Mail: h.d.bauer@web.de
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Warmestrahlung, Halbleiter,
Ohm'sches Gesetz?

Nie gehort!

Von Dr. Werner Junker.

L., korrigierte Auflage 2013. XVI, 384 Seiten.
437 Abbildungen. 5 Tabellen. Kartoniert.
€39,80 [D]

ISBN 978-3-7776-2332-0

E-Book, PDF. € 39,80 [D]
ISBN 978-3-7776-2373-3

Das Beherrschen aller wichtigen physikalischen
Prinzipien ist die Voraussetzung fiir das Verstandnis
von chemischen, biologischen und medizinischen
Inhalten. Diese kompakte Einfiihrung bietet das
gesamte Grundwissen der Physik in einem Band.

Formeln und Gesetze sind schnell zu finden und
eine unentbehrliche Hilfe bei der Priifungsvorbe-
reitung an Schule und Hochschule — zum Lernen,
Wiederholen und Nachschlagen. Wer einmal seinen
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Nationaler und Internationaler Veranstaltungskalender

2014

2014 International Conference on
Nanoscience and Nanotechnology
2.-6.2.2014 Adelaide, South Australia,
Organization: Australian Nanotech-
nology Network and Australian
Microscopy and Microanalysis
Society, http://www.aomevents.com/
ACMMICONN

Electron Backscatter Diffraction
(EBSD) Meeting

31.3.-1.4.2014, Charles Darwin
House, London, UK, Organization:
Royal Microscopical Society
http://www.eurmicsoc.org/events/EB
SD_2014_Flyer.pdf

Electron Crystallography School -
Introduction to electron diffraction
tomography

7.-11.4.2014, Darmstadt,
Organisation: Universitit Mainz
http://www.staff.uni-mainz.de/
kolb/ECSchool2014/ECS .htm

EELS/EFTEM workshop of ASEM,
DGE, and SSOM together with
ESTEEM2 workshop "spatially
resolved electron spectroscopy"
23.-25.4.2014, Graz, Organization:
Austrian Centre for Electron
Microscopy and Nanoanalysis,
http://www felmi-zfe.at/

Bunsentagung 2014 — Physical
Chemistry on the Nanometer Scale
29.-31.5.2014, Hamburg,
Organisation: Universitit Hamburg,
http://www.bunsen.de/bunsentagung
2014 .html

6th Aberration-corrected Electron
Microscopy and EELS School
2.-6.6.2014, McMaster University,
Hamilton, Canada, Organisation:
Canadian Centre for Electron
Microscopy

http://ccem.mcmaster.ca/PDFs/CCE
M_summerschool_2014.pdf

SCANDEM 2014, Annual Confe-
rence of the Nordic Microscopy
Society

11.-13.6.2014, Link6ping, Sweden,
Organization: Linkoping University,
http://www.scandem2014 .se/

Microscience Microscopy Congress
MMC 2014

1.-3.7.2014, Manchester, United
Kingdom, Organization: Royal
Microscopy Society,
http://www.rms.org.uk/events/MMC
2014

18th International Microscopy
Congress IMC 2014
7.-12.9.2014, Prague, Czech Repu-
blic, Organization: Czechoslovak
Microscopy Society,
http://www.imc2014.com/

LEEM/PEEM-9 Workshop
14.-18.9.2014, Berlin, Organisation:
FZ lJiilich, http://www fz-juelich.de/
SharedDocs/Downloads/PGI/EN/
ConferencesAndWorkshops/LEEM-
PEEM-9_Flyer_pdf.pdf?__blob=
publicationFile

XV International Conference on
Electron Microscopy

15.-18.9.2014. AGH University of
Science and Technology, Krakéw,
Poland, Organization: Polish Society
for Microscopy Committee of
Materials Science of the Polish
Academy of Sciences,
http://www.em2014.agh.edu.pl/main/

Lehrgang TEM 2014

6.-10.10.2014, Karlsruhe, Organisation:
Laboratorium fiir Elektronenmikro-
skopie (LEM) am Karlsruher Institut
fiir Technologie (KIT),
http://www.akademie-elektronen
mikroskopie.de/

2015

Multinational Congress on
Microscopy 2015

23.-29.08.2014, Eger, Hungary,
Organization: Hungarian Society for
Microscopy,
http://www.akcongress.com

PICO 2015 - Third Conference on
Frontiers of Aberration Corrected
Electron Microscopy
19-23.4.2015, Kasteel Vaalsbroek,
The Netherlands, Organization:
Ernst Ruska-Centre in Jiilich,
http://www.er-c.org/pico2015/
about.htm

2016

The 16th European Microscopy
Congress emc 2016
28.8.-2.9.2016, Lyon, France,
Organization: Société Francaise
des Microscopies,
http://www.emc2016.fr
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